
試験・評価・解析
受ୗサービス

自動車・車載



ADAS、自動運転、ܰ 量化、
EVなど進化を続ける
自動車分野へ貢献します。

OKIエンジニアリングでは、お客様の製品の高品質実現のために、
カーエレクトロニクスの信頼性、安全性を௥求し、
様々な試験・評価・解析の受ୗサービスで支援します。



coOteOts

試験ڥ؀    1 

 2   車ࡌ電子機器用�IP試験

 3   アイスウォーター衝撃試験

 4 振動・衝撃およͼෳ合ڥ؀振動試験

 5   �ガス෗৯試験／ེԫʦS�ʧガス෗৯試験

 6   温度ߴ度試験ʢ減圧試験ʣ

 7   �Ԙਫ෾ໄ試験ˍԘਫෳ合サイクル試験

 9   熱衝撃試験

଎温度変化試験ٸ   10

11   車ࡌ用コネクターධՁ試験

13   イオンマイグレーション試験

14   ೔射試験ʢ੺֎ઢ照射試験ʣ

15   フォギング試験・付ண成分分析

17   �プレスフィット端子෦品の࣮装ج൘ධՁ

19   �車ࡌカメラ・センサーのڥ؀試験ධՁ

21   ඈੴ試験

22   超音波ө૾ղ析ʲSATʳ

23   �ロックイン੺֎ઢ発熱ղ析を用いたނোղ析

25   品࣭֬ೝのたΊの良品ղ析

27   ಁաXઢղ析・マイクロフォーカスXઢCTղ析

29   �൒ಋମ・電子෦品の୅ସௐୡにおけΔ
流௨ݿࡏ品のਅآ判定・信頼性試験

31   断面Ճ工・࡯؍

32   熱ಛ性ධՁ

33   電子෦品の信頼性ධՁ試験

36   電子෦品のAEC-2試験

39   メモリモジュールのධՁ

41   車ࡌEMC試験

43   車ࡌEMC試験�6/�R10

45   リバブレーションチャンバー試験

46   低分子シロキサンղ析・๫࿐試験

47   ҟ෺ղ析

48   材ྉ΍梱包材かΒ発生すΔེԫܥアウトガス分析

49   電子෦品のڥ؀／ٕज़৘ใௐ査

51   計測器校正



はͪ͜Βࡉৄ ⾣ https://www.oeg.co.jp/3eM/eOWJSoONeOt.htNM

ݧࢼڥ؀
様ʑなಛघ৚݅にも対応・試験ラインアップは業քਵҰ

֓ ཁ

ಛ ௕

環境試験は、電気、電子機器について主に屋外での実使用状態を想定したシミュレーショ
ン試験です。オゾン・埃・光・雨・ガス・海風など様々な使用環境に合わせた試験規格対
応はもとより、専用治具の作成や特殊な独自条件、方法による応用試験にも対応します。

● 車載電子部品・電子ユニットから機構部品・材料まで幅広く対応可能
● 豊富な試験ラインナップは業界随一
● 試験実施に加えて試験後の評価、解析までサポート

ਖᆍݧࢼ（+*�2 % 4�� 他）
車ࡌ෦品・電子෦品かΒ֤छユニットにͭいて、ਖ

じΜ

ᆍ
͋い

ʢdusUʣに対すΔ෦品の๷ਖ性・耐ਖ性をධՁします。
車ࡌ੡品のଞにもᆍのଟいڥ؀、԰֎などで使͏੡品にもద用できます。
ʕ�試験ن格ྫ�ʕ
　� ● IEC��00��-2-���Lb ߱ਖ試験。ੴӳなど、�ʶ1g�m2�d
　� ● +IS�%�0207 自動車෦品の๷ਖٴͼ耐ਖ試験方法

ු༡試験ʢF1ʙF�ʣ、ؾ流試験ʢC1ʙC2ʣ　ଞ
　� ● +IS�;��901 �छʢؔ౦ロームʣ、�छʢϙルトランドセメントʣ

ͦのଞ　ࠞ合ダスト、アリκナダスト　ごࢦ定のダスト等
ʕ�ओな仕様�ʕ
　� ● ු༡試験：5ඵ᎟፩、15分ࢭٳのサイクルを�時ؒ܁りฦすʢF2ʣ
　� ● 流試験：ダストをඵ଎約10m�sで�時ؒ流すʢC2ʣؾ

流試験のダストはؔ౦ロームʢ�छʣのΈ対応ؾ ߱ਖ試験機

଱ਫݧࢼ（+*�2�3 % 4 他）
ओに自動車෦品に対し、๷ਫ性・耐ਫ性・ഉਫ性΍機ೳの変化などをௐ΂Δ試験です。ਫのかかΔঢ়ଶによͬて、
ͦΕͧΕのن格をద用して試験します。1୆で温度試験ͱ耐ਫ
試験のサイクルを行͑ΔたΊ試験ؒظの୹ॖ͕可ೳです。
ʕ�試験ن格ྫ�ʕ
　� ● +IS�%�020��自動車෦品の耐湿およͼ耐ਫ試験方法
ʕ�ओな仕様�ʕ
　� ● 
ਫ試験ʢR1ࢄ�R2ʣ：෾ਫ2ޱՕ所のノズルで10分のࢄਫ
　� ● ෾ਫ試験ʢS1
� S2ʣ：෾ਫ40ޱՕ所のノズルで�0分ʢS1ʣの෾ਫ
　� ● サイクル試験：40分Ճ熱�20分ࢄਫʷ4�cZc.のଞ、ߴ温・ࢄਫ・放置対応可 耐ਫ試験機 試験機内෦

଱ީੑ�2�5 % 4*+）ݧࢼ
 , �35� 他）
ଠཅ光・温度・湿度・߱ӍなどによΔ԰内֎の৚݅をਓ工తにݱ࠶し、੡品΍材ྉの
ྼ化をධՁします。
ʕ�試験ن格ྫ�ʕ
　� ● +IS�%�0205
�+IS�,�7�50　ଞ
ʕ�ओな仕様�ʕ
　� ● サンシャインウェザメーター：255W�m2ʢ�00ʙ700Omʣ・キセノンウェザメーター：25ʙ1�0W�m2ʢ�00ʙ400Omʣ 耐ީ性試験機

େ型Φκϯݧࢼ（+*�2�5 % 4 他）
ओにΰム材ྉ・थࢷに対し、オκンによΔُ྾等のྼ化を֬ೝします。
ʕ�試験ن格ྫ�ʕ
　� ● +IS�%�0205　自動車෦品の耐ީ性試験
ʕ�ओな仕様�ʕ
　� ● 試験槽内ੇ：W1000ʷ)1000ʷ%1000mm
　� ● オκン濃度ൣғ：20ʙ250QQImʢ0.2ʙ2.5QQmʣ�ʦ低濃度ʧ
　　　　　　　　　　�100 ʙ 20000QQImʢ1 ʙ 200QQmʣ�ʦߴ濃度ʧ
　� ● 温度ௐ੔ൣғ：40 ʙ �0ˆ　 ● 湿度ௐ੔ൣғ：�0 ʙ 95�RIʢ温度40ˆ時ʣ オκン試験機 試験機内෦
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ं載電ࢠ機器༻ *1ݧࢼ
֤छの車྆౥ࡌ電子機器に対すΔ๷ਖ・๷ਫ性ೳ試験をフルラインナップ

֓ ཁ

ಛ ௕

自動車や二輪車に搭載されている電子機器に対し、外部環境からの固形物（ホコリなど）
の侵入、水はねや洗車を想定した高圧洗浄・スチーム洗浄など水の浸入に対する防水試験
の等級を調べる試験です。

● ISO 20653, JIS D 5020 全てのIP等級　IPX1〜9Kに対応
● 耐水試験（IPX4K）、防塵試験（IP5KX）、耐塵試験（IP6KX）、加圧強噴流試験（IPX6K）、

高圧蒸気、洗浄噴射試験（IPX9K）、ISO16750-4に規定

๷ਖ（15,9*）ݧࢼ、଱ਖ（16,9*）ݧࢼ
● 試験ن格ྫ　：IS0�20�5�
�+IS�%�5020
�%I/�40050�ଞ
● 試験方法֓要：槽内の容積1m�当たり約2kgのダストを෧入し、試験機を�ඵۦ動、15分ࢭٳ。

͜Εを20回܁りฦす。
● 使用ダスト　：アリκナダストʢIS0
�+ISʣ
　˞%I/ن格ʢഇࢭʣの৔合は୅ସ試験方法をご提案します。

耐ਖ試験機
ʢIS0、+IS、IECʣ

Ճ圧ڧ෾流（,196*）ݧࢼ
● 試験ن格ྫ　：IS0�20�5�
�+IS�%�5020
�%I/�40050�ଞ
● 試験装置　　：直ܘ�.�mmの෾射ノズルʢIPX5用ʣ
● 試験方法֓要：2.5ʙ�mのڑ཭かΒ�分Ҏ上෾射
● 試験৚݅：
　　　流量・ਫ圧：75リットル�分、約1000kPa

Ճ圧ڧ෾流（,�19*）ݧࢼ
● 試験ن格ྫ　：IS0�20�5�
�+IS�%�5020
�%I/�40050�ଞ
● 試験装置　　：ภ向෾射ノズル
● 試験方法֓要：5ʶ1SQmの回転テーブルにࡌせ100ʙ150mmのڑ཭かΒ、0 
˃��0 
˃��0 
˃�90 の˃֤角

度で�0ඵ෾射
● 試験৚݅
　　流量・ਫ圧：14ʙ1�リットル�分、約�000ʙ10000kPa
　　ਫ温　　　：جຊはʢ�0ʶ5ʣ̂ ˠҟなΔ温度、試験品のՃ温にも対応

IP試験ࣨ IPX9,　試験ྫ

IPX�,　試験ྫ

（,194*）ݧࢼਫϊζϧࢄ
● 試験ن格ྫ：車ࡌ用IPن格�IS020�5�
�+IS�%�5020
● 試験方法֓要：
　　　ટ回チューブを使用：放ਫ޸ʢП0.�mmʣ
試品はટ回チューブまで200mmҎԼڙ　　　
　　　ટ回チューブをਨ直かΒʶ1�0ʙ1�0 の˃ൣғでટ回
● 試験৚݅
　　　ટ回଎度：約�0 �˃1ඵ　ਫ圧：約400kPa
　　　流量　　：放ਫ޸ごͱに0.�L�miOʶ5ˋ　ਫ温：ڙ試品ͱの温度ࠩ�5ˆҎԼ
　　　試験時ؒ：10分˞

　　　　　　　　　˞5分࣮ޙࢪにڙ試品をਫฏ方向に90 回˃転させてಉ様に5分࣮ࢪ

試験機　֎؍ ટ回チューブ
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アイε΢Υーλーিܸݧࢼ
自動車෦品用のಛघڥ؀試験

εϓラογϡ΢Υーλー（5.4.2 16�5��4 40*）ݧࢼ
˔ ཁ֓ݧࢼ
・ઐ用のジェットノズルを使用

・�試験品をن定の温度TmaYの熱෩࿍でن定のอ࣋時ؒՃ熱すΔ
ʢ1時ؒまたは温度͕安定すΔまでʣ

・20ඵҎ内にジェットノズルにて�ඵؒਫをかけΔ
ਫ温：0ˆʙʴ4ˆ
ジェットͱ試験品表面のڑ཭：�25ʶ25ʦmmʧ

・్ தで試験品の運転モードを変ߋ
ˠ�͜のサイクルを100サイクル࣮ࢪ

て対応します͑׵温槽ͱ෾射ઃඋをख動で入Εߴ˞
˞アリκナダストࠞ合可ೳ

֓ ཁ

ಛ ௕

アイスウォーター衝撃試験は、車載電子機器を熱風炉で一定温度に加熱した後、冷水で熱
衝撃を与えてから電子機器の動作確認を行います。

自動車部品用規格 ISO16750-4 Ice water shock test（アイスウォーター衝撃試験）に対応
● スプラッシュウォーター試験ʢਫはͶ試験ʣ
● ਁ௮試験

*40 16�5��4は、ʮ࿏上૸行車に使用さΕΔ電ؾ電子機器のڥ؀৚݅およͼ試験ʯにͭいてن定
さΕたنࡍࠃ格ʢIS0�1�750ʣの͏ち、ީؾత負荷にͭいて記ड़しています。
IECن格などを引用したҰൠతな温度ڥ؀試験、Ԙਫ෾ໄ試験、ガス試験などにฒͼ、ຊアイス
ウォーター衝撃試験にͭいて記ड़しています。

ジェットノズルによΔE6Tへの
෾射ྫ

ਁ௮ݧࢼ（*5.4.3 16�5��4 40ɹ4VCNeSsJoO test）
˔ ཁ֓ݧࢼ
・�試験品を温度TmaYの熱෩࿍でن定のอ࣋時ؒ動࡞させΔ

ʢ1時ؒまたは温度͕安定すΔまでʣ

・�20ඵҎ内に冷ਫタンクにҠ動、装置͕動࡞していΔঢ়ଶで
5分ؒਁ௮させΔ

ਫ温：0ˆʙʴ4ˆ
ਂさはগなくͱも10mm

ˠ�͜Εを10サイクル࣮ࢪ

て対応します͑׵温槽ͱਁ௮ઃඋをख動で入Εߴ˞ ਁ௮試験機
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ෳ合振ಈݧࢼ
ओに車ࡌ機器・EC6ͱいͬた自動車用電子機器の৔合、振動৚݅に温湿度ڥ؀৚݅を૊Έ合わせたෳ
合振動試験を࣮ࢪすΔ৔合も͋ります。ʵ�0ˆʙʴ150ˆʢ湿度は�0ˋ R)ʙ9�ˋ R)ʣのൣғで対応
します。ʢサイクル試験も可ೳʣ
振ಈݧࢼ装置εϖοΫ（*.7 &.25�6の例）
Ճ振力　40k/
�振動周波数�1ʙ2200)[
େ଎度�2.4m�s࠷�
େ変位　100mmQ-Q࠷
量��00kg࣭ࡌେ౥࠷�
େՃ଎度　�51m�s2࠷

https://www.oeg.co.jp/
 お問い合わせ先 　Email：oeg-kiUa-sales@oki.com　TEL：0495-22-�140
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振ಈ・িܸおΑͼෳ合ڥ؀振ಈݧࢼ
डୗ試験業ք࠷େڃのՃ振力

振ಈݧࢼ
ओに正ݭ波ʢサイン波ʣ振動΍ランダム振動によΔ耐振性ೳを֬ೝします。また、ݻ有振動数ʢڞ振周
波数ʣの測定΍耐ٱ試験のଞに、振動試験機を用いた܁ฦし衝撃試験ʢバンプ試験ʣにも対応しています。
িܸݧࢼ
+IS΍MILن格などに準ڌした衝撃試験に対応。正ݭ൒波ʢハーフサイン波ʣҎ֎に୆ܗ波・の͗͜り
波にも対応。

֓ ཁ

ಛ ௕

振動・衝撃試験は、輸送や使用中に受ける機械的振動や衝撃に対する耐性を評価します。
また、航空機搭載、自動車部品など振動・衝撃が加わる環境での耐久性も試験します。
複合環境振動試験は、自動車関連の各種ユニット製品が、輸送や使用中に受ける温度・湿
度・振動の複合的な負荷の耐久性を評価します。

● 振動試験は正弦波振動および各種ランダム振動に対応
● 振動条件に温湿度環境条件を組み合わせた複合環境振動試験を実施可能
● 衝撃試験は正弦波の他に、台形波・のこぎり波や繰返し衝撃試験（バンプ試験）に対応
● 大型・重量物の温湿度＋振動の複合環境試験に対応
● 1Hz 〜加振対応可能でJIS Z 0200ランダム振動試験に対応
● 広温度範囲、温度変化など厳しい条件での試験が可能
● 試験中の抵抗値変化、瞬断測定可能
● 規格試験以外の各種環境の組み合わせ試験や試験後の観察、各種測定に幅広く対応

● 試験ن格のྫ
+IS　C　5402-�-4 電子機器用コネクタの試験方法　
+IS　C　�00��-2-� 正ݭ波振動試験方法
+IS　C　�00��-2-50� �発熱ڙ試品ٴͼඇ発熱ڙ試品に対すΔ

低温／振動ʢ正ݭ波ʣෳ合試験
+IS　C　�00��-2-51� �発熱ڙ試品ٴͼඇ発熱ڙ試品に対すΔ

波ʣෳ合試験ݭ温／振動ʢ正ߴ

　+IS　C　�00��-2-59� �サインビート振動試験方法
　+IS　C　�00��-2-�4� ਑ࢦͼٴଳҬランダム振動試験方法޿�
　+IS　C　�00��-2-�0� �ࠞ 合モード振動試験
　+IS　%　1�01 自動車෦品振動試験方法
　+IS　E　40�1
IEC�1�7�� �మಓ車྆用品ʕ振動ٴͼ衝撃試験方法

ෳ合ڥ؀試験機 େܕෳ合ڥ؀試験機֎؍

振動試験機 車ࡌカメラ　バンプ試験ྫ 衝撃試験機
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Ψε෗৯ݧࢼʗེԫʦ4�ʧΨε෗৯ݧࢼ
電ؾ・電子機器தの෦品・材ྉの耐෗৯性をධՁ

-&%のΨε෗৯ݧࢼલޙの֎࡯؍؍・分析ࣄ例
ガス෗৯試験のΈなΒͣ、試験લޙにおけΔ઀৮抵抗測定΍
光ֶ顕微鏡などによΔ֎࡯؍؍、֤छ分析もঝります。

֓ ཁ

ಛ ௕

電気・電子機器中の部品や材料、その中でも特に電気的接触部や接続部に対して、保管時・
動作時に腐食性ガスが及ぼす影響を評価します。ガスも多種類揃え、温湿度設定機能も充
実した装置を多数保有しています。車載部品固有のJIS規格から自動車メーカー規格まで
対応します。

● ドイツ工業規格DIN50018（KFW1.0S-3350ppm, KFW2.0S-6700ppm）の試験が可能
● 槽内寸法は最大W740×H1100×D710mm

大容量サイズで製品状態のままで試験が可能
● エンジンルーム内に実装される電子部品や回路基板に対し、実使用に近い環境での硫

黄ガス耐性を確認する硫黄（S8）ガス腐食試験対応

໊ܕ ੡଄
1छ୯ಠ

ʦS02
�)2S

/02
�Cl2ʧ

4छࠞ合

%I/5001�

,FW1.0S

S02

��50QQm

%I/5001�

,FW1.0S�

S02

�700QQm

温湿度
サイクル

温ߴ
ʢ�5ˆʣ

槽内ੇ法
Wʷ%ʷ)ʦmmʧ 試験所

,(200
ファクトケイ

● ● ʕ ʕ ● ● 440ʷ500ʷ500

๺ؔ౦

● ● ʕ ʕ ● ʕ 440ʷ500ʷ500
ʢ2୆ʣ

,(1�0 ● ● ʕ ʕ ● ʕ 440ʷ440ʷ440
(T100

スガ試験機
● ● ʕ ʕ ● ʕ 500ʷ500ʷ400

(S-67S; ● ● ʕ ʕ ● ʕ 740ʷ7�0ʷ1000
(LP-�00 所ڀݚਫ਼機࡚ࢁ ʕ ʕ ● ● ʕ ʕ 750Y500Y�00
,(�00 ファクトケイ ● ● ʕ ʕ ʕ ʕ 740ʷ1100ʷ710

੢౦ژ(S-67;
スガ試験機

●ʢ注1ʣ ● ʕ ʕ ʕ ʕ 700ʷ700ʷ700
ʢ2୆ʣ

(S-67 ●ʢ注2ʣ ● ʕ ʕ ʕ ʕ 400ʷ�00ʷ��5

ʢ注1ʣߴ濃度対応　S02
�)2S
�/02ʹ500QQm�Cl2ʹ0.5QQm　　ʢ注2ʣߴ濃度対応　)2Sʹ500QQm

LE%のガス෗৯試験લ LE%のガス෗৯試験ޙ

光ֶ顕微鏡によΔ試験લޙの࡯؍結Ռ E%XによΔ電ۃ変色෦のݩૉ分析結Ռ

ॳظ

試験ޙ
ེԫをݕग़
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温度ߴ度ݧࢼ（ݮ圧ݧࢼ）
電子෦品、電子機器のؾ圧ͱ温度のෳ合変化ঢ়ଶの動࡞を試験

例֨نݧࢼ
+IS�C��00��-2-1�　ڥ؀試験方法ʢ電ؾ・電子ʣ減圧試験方法
+IS�C��00��-2-40　低温・減圧ෳ合試験方法
+IS�C��00��-2-41　ߴ温・減圧ෳ合試験方法�MIL-ST%-�10�等

装置֎༷࢓・؍
温度ߴ度試験機ʢ恒圧恒温器ʣは、ࢦ定時ؒ内での温度・ؾ圧変化΍、܁りฦし試験をプログラムで
きΔ試験機です。試験機内ੇは、W�00ʷ)�00ʷ%700ʦmmʧͱେきいたΊ、େܕのシステムを௨電
しな͕Β試験できます。
ৗ温Ҏ上の৚݅で使用すΔਅۭオーブンは、0.1kPaʢ100Paʣ
まで対応しており、よりݫしいؾ圧ԼでのධՁも可ೳです。

֓ ཁ

ಛ ௕

温度高度試験（減圧試験）は、気圧と温度の複合環境における電子部品、電子機器製品の
評価を行う試験です。低温低圧となる高度での環境を再現し、航空機室内や空輸時の評価
に加え、高地走行や高層ビルでの使用を想定した評価が可能です。

● 圧力範囲：大気圧相当〜1.1kPa（約100,000ft、30,000m相当）※恒圧恒温器使用時
● 温度範囲：−55〜140℃（減圧時）
● 各種標準試験規格に対応：JIS C 60068-2-13, 40, 41, MIL-STD-810 等
● 真空オーブンを使った環境試験も対応可能

˔ 温度ߴ度ݧࢼ機（߃圧߃温器）
メーカー エスペック

ࣜܕ M;T-05)-)S

仕様

温度ൣғ： 7ɻ0 ʙ̂140ˆ
減圧時：ʵ55 ʙ̂140ˆ

圧力ൣғ：101.�kPaʢେؾ圧相当ʣʙ1.1kPa
試験槽内ੇ：W�00ʷ)�00ʷ%700ʦmmʧ
ケーブル޸：П100mm
ݸ�2
П50mm、ݸ�1
電圧ҹՃ端子：20PiO、࠷େ2007、10A
˞上記は࠷େ仕様です。試験内容により変わります。

˔ ਅۭΦーϒϯ
メーカー エスペック

ࣜܕ 7AC-101P

仕様

温度ൣғ：ৗ温、40ʙ200ˆ
圧力ൣғ：9�.�kPaʙ0.1kPa
試験槽内ੇ：W450ʷ)450ʷ%450ʦmmʧ
௨電可ೳ：࠷େ�A
�AC2007・%C2507ҎԼ

端子4P ਅۭオーブン　7AC-101P

温度ߴ度試験機ʢ恒圧恒温器ʣ
M;T-05)-)S

6
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Ԙਫ෾ໄݧࢼˍԘਫෳ合αイΫϧݧࢼ
Ԙ分をؚΉେؾதで使用すΔ੡品の耐෗৯性をධՁ

ᶗɽԘਫ෾ໄݧࢼ
ۚଐ材ྉ΍Ίͬきൽ膜・ృ装ൽ膜をࢪした෦品・੡品の耐৯性をධՁします。濃度・Q)஋をௐ੔
したԘ༹ӷを連ଓして෾ໄすΔ͜ͱにより、อޢൽ膜の品࣭ͱۉҰ性をௐ΂ΒΕます。
例ɿ+IS�C��00��-2-11ʢ+IS�C�002�ʣ֨نݧࢼ

ᶘɽԘਫ（ෳ合）αイΫϧݧࢼ
Ԙ分をؚΉେؾதで使用すΔ໨తの੡品にͭいて、෗৯ޮ
Ռ΍ۚଐ材ྉ等のྼ化をධՁします。Ԙਫを෾ໄߴ、ޙ湿
度৚݅Լ΍標準େؾԼでの放置を܁りฦす͜ͱで自વڥ؀
かΒडけΔ影ڹをݱ࠶します。ܞଳ端຤΍車ࡌ෦品のよ͏
に、Ԙ分をؚΜだେؾͱס૩したେ͕ؾසൟに੾りସわΔ
よ͏なڥ؀で使用さΕΔ੡品のධՁにద用します。
例ɿ+IS�C��00��-2-52ʢ+IS�C�0024ʣ֨نݧࢼ

ᶙɽ௿温ԘਫαイΫϧݧࢼ
Ԥभ΍๺ถなどのւ֎自動車メーカーはよりݫしいڥ؀を૝定した試験をユニットサプライヤーに
していΔたΊʵ20ˆのࡌΊています。アスコット社੡ෳ合Ԙਫサイクル試験機は、冷ౚ機を౥ٻ
低温ڥ؀Լでの試験に対応します。また、ैདྷのԘਫ෾ໄよりେきなӷణをサンプルに直઀かけΔ
ԘਫシャワーによΔ試験も࣮ࢪ可ೳです。
例ɿ7CS1027-1449・7%A��21-415ʢIS011997-1�CZcle�#ʣ・(MW14�72　など֨نݧࢼ

֓ ཁ

ಛ ௕

金属材料やめっき皮膜・塗装皮膜を施した部品・製品の塩分（NaCl）に対する耐食性を
評価します。実環境に近い、塩水噴霧・乾燥・湿潤・外気導入の塩水複合サイクル試験も
実施します。

● 塩水複合サイクル試験が可能な試験装置を多数配備
● 大型部品や組み立て品、完成品をそのまま試験できる大型試験槽を配備
● 塩水試験専用エリアに配置、安全性と良好な作業性を確保

େܕԘਫ෾ໄ試験機

アスコット社੡ෳ合Ԙਫサイクル試験機֎؍ アスコット社੡ෳ合Ԙਫサイクル試験機槽内

7
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例ࣄを૊Έ合わせたղ析ڸඍݦͱϨーザーݧࢼڥ؀
ෳ合αイΫϧ（$$5）ޙݧࢼのϨーザーݦඍڸにΑΔ޸৯ਂさղ析
CCT試験は自動車ؔ連෦品ʢচԼ΍エンジンルームに使用さΕΔAlᝑମ෦品ʣなどに対して、߱ઇ஍
۠΍Ԋ؛෦を૝定して行わΕます。͜の試験ޙに、レーザー顕微鏡でղ析を行͏ͱ、測定エリアのਂ
さ分෍などの৘ใ͕2%ʢ面ʣ・�%などでಘΒΕます。

Ϩーザーݦඍڸのಛ௃
● ඇ઀৮のたΊ、試ྉ表面をইͭけないʢॊ材࣭等も対応可ೳʣ
● ઀৮ࣜͱൺֱして微ܗࡉঢ়も正֬に測定。
● 　　ঢ়をൺֱ可ೳܗը૾ͱಉ時に࡯؍ ● ղ૾度・超ਂ度ը૾を取ಘ可ೳߴ

˙機器༷࢓
ઃඋ໊ ໊ܕ ੡଄者 ओな仕様

Ԙਫ෾ໄ試験機 S2-�00-ST ൘ڮ理化工業
試験槽内ੇ法：幅�00ʷԞ行�00ʷߴさ500ʦmmʧ

ʪ試験৚݅ʫ試験ӷ：த性Ԙਫʢ5ˋʣ෾ໄ量�1ʙ2mὙ��0cm2�I
試験温度：�5ˆҰ定

Ԙਫサイクル試験機 CY-90
CYP-200 スガ試験機 試験槽内ੇ法：幅900� ʷԞ行�00� ʷߴさ500ʦmmʧ：CY-90

試験槽内ੇ法：幅2000� ʷԞ行1000� ʷߴさ570ʦmmʧ：CYP-200

Ԙਫサイクル試験機
ʢ低温・シャワー対応ʣ AT2�00iP アスコット 槽内ੇ法：W2100ʷ)152�ʷ%9�0ʦmmʧ、耐荷ॏ：�00ʦkgʧ

ʪҰൠతなαイΫϧݧࢼ৚݅ʫ
Ԙਫ෾ໄ、熱෩ס૩、湿५などの৚݅を೚意のॱংのサイクルで૊Έ合わせ試験します。
　ᶃ�Ԙਫ෾ໄ試験　試験ӷ：த性5ˋԘਫ　෾ໄ量：1ʙ2ml��0cm2�I　試験温度：�5ʙ50ˆ
　ᶄס�૩試験　温度：ʢRT�10ˆʣʙ70ˆ　　˞温度�0ˆにおいて25ʶ5ˋ R)
　ᶅ�湿५試験　湿度：�0ʙ95ˋ R)ʢ温度：50ˆにおいてʣ
　ᶆ�֎ؾಋ入試験　֎ؾ温度
アスコット੡では͜のଞに、低温、シャワー෾ໄもサイクルに入ΕΔ͜ͱ͕可ೳです。

ʪその他ʫ
試験ӷをԘ化ナトリウムʕԘ化ಔਫ༹ӷにしたものʢキャス試験ʣ΍、ਓ工ࢎ性Ӎ、ͦのଞಛघな༹ӷに対応します。
େܕԘਫサイクル試験機：௨ৗのԘਫサイクル試験よりେܕ΍ॏ量෺の試験品に対応します

測定ঢ়گ

表面ૈさ計測ʢラインプロファイルʣ 2%ʢ濃୶によΔਂさ分෍表示ʣ �%によΔਂさ分෍表示

�



はͪ͜Βࡉৄ ⾣ https://www.oeg.co.jp/3eM/hot.htNM

೤িܸݧࢼ
周ғ温度変化の܁りฦし耐性をධՁ、ߴ温ଆは�00ˆ対応

ӷ槽熱衝撃試験機試ྉかご

ӷ૧೤িܸݧࢼ
ӷ槽熱衝撃試験は、ӷମをഔମͱした熱衝撃試験です。ڙ試品をߴ温ͱ低温のӷମに交ޓにਁ௮し、
熱衝撃を༩͑ます。ۭؾを交׵すΔؾ槽にൺ΂て、໨త温度のӷମに௮けΔので、よりܹٸな温度
変化を༩͑Δ͜ͱ͕でき、୹時ؒでの試験͕可ೳです。ഔମにΨϧσϯ˞を使用します。
˞低温ʢʵ�5ˆʣでౚΒͣ、ߴ温ʢ150ˆʣで෸ಅしない、電ؾతに絶縁性の͋Δӷମの͜ͱ

ʕ�試験ن格ྫ�ʕ　+IS�C��00��-2-14�
�MIL-ST%-202
�MIL-ST%-���　等

メーカー：エスペック　ࣜܕ：TS#　ߴ温槽温度ൣғ：ʴ�0ˆʙʴ150ˆ　低温槽温度ൣғ：ʵ�5ˆʙ0ˆ
試ྉҠ動時ؒ：15ඵҎ内　試ྉかごੇ法：W175�ʷ�)175�ʷ�%�00ʦmmʧ　耐荷ॏ：5kg

֓ ཁ

ಛ ௕

熱膨張係数の異なる材料が接合されている部分に温度変化を与えて膨張・収縮すると、膨
張率の違いから応力がかかり、クラック（ひび）や破壊が生じます。熱衝撃試験は高温と
低温の温度差を繰り返し与えることにより、温度変化に対する耐性を短時間で評価します。

● 気槽熱衝撃試験の高温／低温の移動時間10秒以内に対応
● 気槽熱衝撃試験の最高温度は300℃まで実施可能（110L）
● W1200×H670×D750［mm］の大型槽（600L）で、大型製品にも対応

気૧೤িܸݧࢼʦߴ温ʗ௿温のҠಈ時間1�ඵҎ಺ʧ
熱衝撃試験は、ܹٸな温度変化ストレスに対すΔ耐性をධՁすΔ試験です。試ྉҠ動ܕ熱衝
撃試験装置はߴ温ͱ低温のҠ動を10ඵҎ内に行͏ͱい͏ݫしい৚݅を࣮ݱ可ೳです。
ʕ�試験ن格ྫ�ʕ　L7124�,05�1�
�IEC��00��-2-14�/a
�MIL-ST%��10(�MeUIod�50�.5　等

メーカー：Weiss�TecIOik　　ࣜܕ：�T��00�72
さΒし温度ൣғ：ߴ温ଆ：ʴ50ˆʙʴ220ˆ　　低温ଆ：ʵ�0ˆʙʴ70ˆ
テストエリアੇ法：W770�ʷ�)�10�ʷ�%�50ʦmmʧ 試ྉҠ動ܕ冷熱衝撃試験機

気૧೤িܸݧࢼʦ3��ˆ（-�11）༷࢓、େ型ݧࢼ૧（6��-）ʧ
をؾ温ͱ低温のۭߴをഔମͱすΔ熱衝撃試験です。テストエリアにؾۭ、槽熱衝撃試験はؾ
交ޓに送りࠐΜで温度を੾りସ͑Δ方ࣜのたΊڙ試品への௨電、測定͕可ೳです。
ʕ�試験ن格ྫ�ʕ　+IS�C��00��-2-14
�MIL-ST%-202
�MIL-ST%-���　等

メーカー：エスペック　　ࣜܕ：TSA-10�ES-Wʢ�00ˆ仕様ʣ、TSA-50�ES-Wʢ�00Lʣ
TSA-10�ES-W　さΒし温度ൣғ：ߴ温ଆ：ʴ�0ˆʙʴ�00ˆ　低温ଆ：ʵ70ˆʙ0ˆ

槽内ੇ法：�W�50�ʷ�)4�0�ʷ�%�70ʦmmʧ
TSA-50�ES-W　さΒし温度ൣғ：ߴ温ଆ：ʴ�5ˆʙʴ150ˆ　低温ଆ：ʵ50ˆʙ0ˆ

槽内ੇ法：�W1200�ʷ�)�70�ʷ�%750ʦmmʧ େܕ冷熱衝撃試験機

݁࿐αイΫϧݧࢼ機
・ߴ温ߴ、温さΒし時に湿度を੍御しߴ 湿งғؾの܁りฦしڥ؀Լで生じΔ結࿐の影ڹをධՁします。
ʕ�試験ن格ྫ�ʕ　+PCA-ET0��ʢ結࿐試験ʣ、+AS0�%�001ʢ結࿐試験ʣ、自動車メーカーن格　等

メーカー：エスペック　ࣜܕ：TSA-101%
さΒし温度ൣғ：ߴ温ଆ：1.冷熱サイクル試験時：ʴ70ˆʙʴ150ˆ

2.結࿐サイクル試験時：ʵ10ˆʙʴ100ˆ　湿度：40ˋ R)ʙ95ˋ R)ʢ結࿐ޙのס૩に対応可ೳʣ
低温ଆ：ʵ70ˆʙʴ10ˆ�

テストエリアੇ法：�W�50�ʷ�)4�0�ʷ�%�70ʦmmʧ 結࿐サイクル試験機

9



https://www.oeg.co.jp/
 お問い合わせ先 　Email：oeg-soluUioO@oki.com　TEL：0�-5920-2�54

はͪ͜Βࡉৄ ⾣ https://www.oeg.co.jp/3eM/eOWJSoONeOt.htNM

ݧࢼ଎温度มԽٸ
温度ޯ配をن定すΔݱ࠶性のߴい温度サイクル試験

ݧࢼ଎温度มԽٸ
をௐ΂Δ試験でڹりฦし͕、෦品・機器・੡品に༩͑Δ影܁଎温度変化試験は、温度の変化΍ͦのٸ
す。ͦのͻͱͭで͋Δ熱衝撃試験は低温かΒߴ温、ߴ温かΒ低温への温度ޯ配ʢ変化཰ʣにͭいては
定すΔ試験の要ن試品の温度変化཰をڙ、ΊΔたΊߴ性をݱ࠶定さΕていませΜ。しかし、試験のن
。しますࢪはଟくなͬています。௨ৗ、10ʙ15ˆ�分ఔ度の温度ޯ配で࣮ٻ

ʪߟࢀʫɹ恒温恒湿槽を使͏温湿度サイクル試験の温度ޯ配は1ʙ�ˆ�分ఔ度です。

例֨نݧࢼ
IEC��0749-25ʢ+ES%22-A104#ʣ
+E%ECن格 +ES%22-A105#
IEC-�00��-2-14�/b

装置֎༷࢓・؍

֓ ཁ

ಛ ௕

急速温度変化試験は、温度の変化またはその繰り返しが、部品・機器・製品に与える影響
を調べる試験です。通常の熱衝撃試験が温度勾配を規定しないのに対し、急速温度変化試
験では10〜15℃/分程度の温度勾配が規定されます。

● 最大温度勾配：15℃/分（−45℃〜＋125℃時）
● 試料温度制御と空気温度制御の2つの制御方式に対応
ʲ試ྉ温度੍御ʳ+E%ECن格の試ྉ温度15ˆ�分の温度ޯ配対応
ʲۭؾ温度੍御ʳ温度サイクル試験対応

˞温度੍ํޚ式にͭいͯ
+E%ECن格の試ྉ温度15ˆ�分の温度ޯ配͕行͑Δ試ྉ温度੍御
ͱ、温度サイクル試験͕行͑Δۭؾ温度੍御の2ͭの੍御方ࣜに対
応しています。
˔ その他
湿度をかけΔ温湿度サイクル試験は、1分͋たり1ˆఔ度の温度ޯ配͕Ұൠతです。ۙ೥は温度ޯ配を੍御すΔ試験৚͕݅増
͑ており、1ʙ�ˆ �分ఔ度の৚͕݅ଟく使わΕます。
さΒに温度ޯ配͕ٸな৚͕݅ඞ要なͱきは、ハイパワー恒温恒湿槽で࠷େ15ˆ �分の試験も࣮ࢪ可ೳです。

ハイパワー恒温恒湿槽ٸ଎温度変化チャンバー

メーカー ΤεϖοΫ
ࣜܕ TCC-150W
温度ൣғ ʵ70ʙ1�0ˆ
温度変化性ೳ˞ 5ʙ15ˆ �分ʢʵ40ʙ125ˆ੍御時ʣ
槽内ੇ法 W�00�ʷ�)500�ʷ�%400ʦmmʧ

1�
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ं載༻ίωΫλーධՁݧࢼ
車ࡌ用コネクターのҰൠಛ性、耐ٱにͭいて֤छධՁ、分析、ղ析します。

Ұൠݧࢼ

ίωΫλーのҰൠతಛੑにରすΔධՁをఏڙ
୺ࢠධՁ
　୯ମのૠ入力、อ࣋力、ٯૠ入、圧ணڧ度等
ϋ΢δϯάධՁ
　୯ମૠ入力、୯ମอ࣋力、端子ͱのૠ入力等
ಛੑධՁ
　絶縁抵抗、耐電圧、電圧߱Լ、温度上ঢ、シール性等

଱ݧࢼٱ

ίωΫλーの଱ੑٱにରすΔධՁをఏڙ
温湿度ڥ؀にରすΔ଱ੑのݧࢼ
温・低温放置、耐湿性およͼサーマルショック等ߴ　
ಛघڥ؀にରすΔ଱ੑのݧࢼ

Ԙਫ෾ໄ、ೋࢎ化ེԫ、耐ਖ性、およͼ耐༉性、耐化ֶༀ
品性ʢオイル、バッテリーӷ、LLC等ʣのృ෍、ਁ௮試験
など

機械తݧࢼ
　ૠൈ耐ٱ性、耐振性、ෳ合耐ٱ性等

֓ ཁ

ಛ ௕

車載用の電子機器、電子モジュール、実装基板などを接続するコネクターについて各種評
価をします。一般試験、耐久試験の他、ハウジングなどの分析や故障解析、良品解析を含
め総合的に対応します。

● 一般試験
コネクターૠ入・཭୤力、コネクター・端子อ࣋力、端子圧ணڧ度、シール性、温度上ঢ、
絶縁抵抗、耐電圧�等

● 一般耐久試験
Ԙਫ෾ໄ、耐、ٱ温・低温放置、サーマルショック、耐湿性、カレントサイクル、ૠൈ耐ߴ
༉性、耐化ֶༀ品性、ೋࢎ化ེԫ、耐振性、ෳ合耐ٱ性�等

● 分析・解析関連
成分分析、アウトガス分析、熱ಛ性測定、ނোղ析、良品ղ析�等

耐シール性࣏具ྫ

耐振性試験ྫ

11
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ղ析関連

ڙίωΫλーのղ析なͲをఏ、֐଄の֬ೝ、઀఺োߏ

分析関連

थࢷ、ҟ෺・੒分のղ析、メοΩްさなͲίωΫλーのղ析をఏڙ

コネクターશൠ

Ro)S分析、REAC)、S7)C分析、ҟ෺分析、
成分分析等に対応可ೳ。

コネクターथࢷ෦

アウトガス分析、ྼ化度測定、熱ಛ性等に対応可ೳ。

コネクターリード෦

メッキ厚さ測定ʢඇഁյʣ等に対応可ೳ。 メス端子෦メッキ厚さ測定ྫ

SO /i
0.�71 0.094

োղ析ނ

等に࡯؍ಛ性֬ೝ、ಁաXઢ検査、XઢCT検査、断面構଄ௐ査、成分分析、SEMؾ検査、電؍֎
対応可ೳ。

良品ղ析

力ʣቕ合ঢ়ଶڈಛ性ʢ絶縁抵抗、耐電圧等ʣ、機ցతʢૠ入・ൈؾ法、ಁաXઢ検査、電ੇܗ֎
での断面構଄ௐ査、ੇ法測定、メッキ厚さ等に対応可ೳ。

コネクター端子不具合品ྫ࡯؍

ቕ合ঢ়ଶੇ法測定ྫ

コネクター圧ண端子෦不具合断面ྫ

コネクターቕ合ঢ়ଶ断面ྫ࡯؍

12
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イΦϯϚイάϨーγϣϯݧࢼ
ॏ要度の増す絶縁信頼性試験

イΦϯϚイάϨーγϣϯݧࢼのৄࡉ
イオンマイグレーションͱは、ਫ分ʢ湿度ʣ͕ଟいڥ؀৚݅にプリントج൘をઃ置したঢ়ଶで電圧ҹ
Ճしたͱきに、電ؒۃをイオン化したۚଐ͕Ҡ動し୹絡͕生じΔݱ৅です。

֓ ཁ

ಛ ௕

イオンマイグレーション試験は、部品端子の狭ピッチ化、配線のファインパターン化に伴
い重要度が増している絶縁信頼性試験です。高温高湿通電試験中に抵抗値変動をモニタリ
ングすることで、プリント基板の絶縁について信頼性を評価します。

● 電圧降下法を採用し、絶縁抵抗の異常発生有無の常時モニタリングが可能
● 電界（印加電圧）、温度、湿度で加速
● 試験後は、光学顕微鏡及びEPMA分析により、イオンマイグレーション発生確認にも対応

マイグレーション試験では、Ұ度୹絡したՕ所に電流͕流Εてমき੾ΕてかΒ回෮ݱ৅͕͜ىΔたΊ連ଓ
モニター͕可ೳです。ͦのたΊ、107ʙ10�Њఔ度の測定ͱྼ化判断にదした電圧߱Լ法を࠾用しています。

イΦϯϚイάϨーγϣϯの発生ཁҼ
● 発生ඞ要ڥ؀৚݅：電քʢҹՃ電圧ʣ、温度、湿度
● 発生・成長に影ڹすΔ要Ҽ
　・材ྉۚଐのイオン化のし΍すさ　　・絶縁ج൘材ྉのछྨ

・ఴՃݩૉʢ#Sなどʣ΍׆性不७෺ʢ/aʴ、Clʵ、/)4
ʴなどʣのଘࡏ

試験槽֎ マイグレーション試験配ઢਤ

レコーダー
ʢ電圧計ʣ

100kЊ

100kЊ

100kЊ

100kЊ

7

7

7

槽内

試ྉ

ʴ
ʵ

ʴʵ

%C507

光ֶ顕微鏡૾ 生成෺のEPMA分析ྫʢCuʣ

回෮ݱ৅͕͋ΔたΊ、連ଓϞχλ͕༗ޮですޙݧࢼの࡯؍・分析例

ৗ時モニタリング測定結Ռʢྫʣ

1.0E+06

1.0E+07

1.0E+08

1.0E+09

1.0E+10

1.0E+11

1.0E+12
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故障判定基準
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はͪ͜Βࡉৄ ⾣ https://www.oeg.co.jp/3eM/JOGSBSeE.htNM

೔ࣹݧࢼ（੺֎ઢরࣹݧࢼ）
試験仕様に対応ٻผの要ݸ

େ型੡品޲け

খ型੡品޲けʴϋイύϫーরࣹ

֓ ཁ

ಛ ௕

日差しの強い夏などは、自動車室内、特に直射日光の当たったステアリングなどは触れら
れないほど高温になります。このような太陽光成分の赤外線輻射によって、高温となる環
境を模して影響を調べる試験です。

● 恒温層は、大型製品向けと小型製品向けハイパワー照射対応の2タイプ
● 温湿度サイクル試験も対応可能
● 各自動車メーカーの個別試験仕様にも柔軟に対応

恒温恒湿ࣨ֎؍ 恒温恒湿ࣨ内෦ ੺֎ઢ照射装置ʢ఺౮தʣ 温度コントローラ

装置 仕様 使用ڥ؀৚݅

恒温恒湿ࣨ
● メーカ：ESPEC　 ● T#E-�E�0A�P+2L：ࣜܕ
槽内ੇ法：W2500ʷ)�000ʷ%�900mm

ʵ40ʙʴ�0ˆ

10ʙ95ˋ R)ʢʴ10ʙ�0ˆʣ

੺֎ઢ照射装置
● ͼ耐熱性ٴ格材࣭：イレクターパイプ・ܰ量ࠎ
● 可動ࣜʢ੺֎ઢランプ位置ʣ
● ֎ੇ法：W2000ʷ)2200ʷ%1500mm

੺֎ઢランプ ● 数量：1�0Wʷ42ݸ　 ● 照射電力：�.4,W ʙ110ˆ
温度コントローラー ● 温度ௐઅ器　 ● աঢҟৗ温度ௐઅ器

装置 仕様 使用ڥ؀৚݅

恒温恒湿槽
● メーカー：ESPEC　 ● ARS-��0：ࣜܕ
● 槽内ੇ法：W�50ʷ)1000ʷ%�00mm

ʵ75ʙ1�0ˆ

10ʙ9�ˋ R.)ʢʴ10ʙ95ˆʣ

੺֎ઢ照射装置
ʢキャビネットʣ

● キャビネット֎ੇ法：W750ʷ)�50ʷ%�00mm

੺֎ઢランプ
● 数量：125W���1�0Wʷ9ݸ
● 照射サイズੇ法：W450ʷ)�00ʷ%570mm ʙ150ˆ

温度コントローラ ● 温度ௐઅ器　 ● աঢҟৗ温度ௐઅ器

恒温恒湿槽֎؍ 恒温恒湿槽内෦ 試験தの様子 温度コントローラ

14



ϑΥΪϯάݧࢼ

˔ ϑΥΪϯάςελー
　�自動車内装材ʢプラスチック・ΰム・ൽֵʣにはଟくのఴՃ෺΍઀ண͕ࡎ用いΒΕています。ߴ温

ԼにമさΕΔࣄで放ग़さΕたش発成分͕、֎ؾで冷͑たガラス内面に付ணしಶΒせΔݱ৅をଅਐ࠶
。しますݱ

˔ ୅දݧࢼ例
　試験温度：100ˆ　　試験時ؒ：�時ؒ　　冷٫ਫ温度：21ˆ

˔ ֨نߟࢀ
　IS0��452　　%I/�75201
　˞֤社自動車メーカー仕様にも対応

はͪ͜Βࡉৄ ⾣ https://www.oeg.co.jp/3eM/GoggJOg.htNM

ϑΥΪϯάݧࢼ・෇ண੒分分析
自動車内装材かΒのش発生成෺࣭によΔガラス面のಶりをධՁ

֓ ཁ

ಛ ௕

高温の車内環境では、外気との温度差により内装材の樹脂、添加物、接着剤から揮発成分
が発生し、フロントガラスに付着して曇りが生じる「フォギング」現象が起こる場合があ
ります。フォギング試験は、この現象を再現します。さらに、ガラス板に付着した成分を「付
着成分分析」して曇りの原因となる揮発成分名の特定までをワンストップで対応します。

● 国際規格（ISO6452、DIN75201）および各社自動車メーカー規格に対応可能
● 試験瓶は6テストステーションで同時に150℃の高温まで対応可能
● 曇りの原因の揮発成分名を特定する「付着成分分析」に対応可能

フォギングテスター上面 フォギングテスターʢオイルՃ熱方ࣜʣ

˔ 機器༷࢓

ઃඋ໊ ໊ܕ ੡଄者 ओな仕様

フォギングテスター WF-1 スガ試験機

Ճ熱方ࣜ：オイルࣜ
試験ළ：֎ܘЇ90 1̫90mm　ݸ�
ガラス൘ੇ法：110 1̫10 U̫�mm
試験温度ൣғ：�0ʙ150ˆ
冷٫ਫ温度ൣғ：20ʙ40ˆ

15
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ϑΥΪϯάࣄݧࢼ例

車ࡌアクセサリー品ʢシートカバーʣのフォギング試験のྫࣄです。車ࡌアクセサリー品を試験温度
100ˆで21時ؒ試験した結Ռ、試験装置上෦のガラス൘にش発成分͕付ணしてಶり͕発生した͜ͱ͕
分かります。

試験ย　　車内アクセサリー品ʢシートカバーʣ
試験数量　1ݸ
試験৚݅　試験温度100ˆ、試験時ؒ20時ؒ、冷٫ਫ温度21ˆ
測定߲໨　付ண෺࣭量、ϔーズ測定ʢಁա཰ʣ、グロス測定ʢ光୔度ʣ等

෇ண੒分分析ࣄ例

フォギング試験ྫࣄで、ガラス൘に付ணした成分ʢಶり成分ʣを੺֎分光分析ʢҎԼFT-IR˞1ʣした
。ですྫࣄ
● FT-IR分析により、シートカバーかΒ発生したಶり成分は、フタルࢎアルキルエステルͱ判定さΕ

ました。
● FT-IR分析で、フタルࢎアルキルエステルྨ΍ケトンࡎ༹ܥなど、成分ܥ౷をಛ定します。さΒに

。に෺࣭をಛ定すΔ৔合は、ガスクロマトグラフ࣭量分析ʢ(C�MSʣを行いますࡉৄ

フォギング試験の໛ࣜਤ 試験ยʢシートカバーʣ

付ண෺の੺֎ٵऩスペクトル取ಘ フタルࢎエステルܥ෺࣭の付ண෺ͱ判定
˞1：FT-IR�FouSieS�USaOsGoSm�iOGSaSed�sQecUSomeUeS�のུশ

試験લのガラス൘ 試験ޙのガラス൘
ʢ試験ยかΒ発生したش発成成分͕付ணʣ

ಶりの෦分の֦େ૾
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ϓϨεϑΟοτ୺ࢠ෦品の実装ج൘ධՁ
੡଄ݱ৔のফඅ電力の1／�を઎ΊΔʮはΜだ઀ଓ工ఔʯվֵのਪਐをࢧԉ

ྫྷ೤িܸݧࢼでの઀৮఍߅測定ࣄ例

プレスフィット端子෦品を使用した自動車用A#SʢAOUi-lock�#Sake�SZsUemʣユニットを冷熱衝撃試験
し、઀৮抵抗測定したྫࣄです。

ಋମ抵抗ධՁシステムにより
● 試験࣮ࢪதも連ଓして઀৮抵抗測定͕可ೳ
● Ұ度に࠷େ2�0端子の઀৮抵抗測定͕可ೳ

対৅෦品：自動車用A#Sユニット
試験数量：1ݸ
試験৚݅：ʵ40ˆ／ʴ125ˆ　　　֤温度のอ࣋時ؒ：�0分
測定߲໨：プレスフィット端子、スルーϗールؒの઀৮抵抗ʢ4端子法ʣ

֓ ཁ

ಛ ௕

脱炭素目標やCO2削減のために半田槽による実装が不要な「プレスフィット端子部品接続」
が注目されています。プレスフィット端子部品接続とは、プレスフィット端子部分をプリ
ント基板のスルーホールに挿入し、金属の弾力を利用して、接続、通電する方法です。使
用には様々な信頼性評価が求められます。
プレスフィット端子部品の実装基板の試験実施から評価までをワンストップで対応します。

● 評価用基板の他、製品状態のユニット評価に対応可能
● 大型の走査型電子顕微鏡を用いて基板の微細観察が可能
● あらゆる使用環境を想定した国内最高レベルの試験環境（全57種類）で対応

自動車用A#Sユニット プレスフィット端子֦େ ಋମ抵抗ධՁシステム

઀৮抵抗測定໛ࣜਤ ઀৮抵抗のܦ時変化グラフ
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● プレスフィット端子෦品の૸査ܕ電子顕微鏡ʢSEMʣによΔྫࣄ࡯؍

・ૠ入によΔ圧ॖ応力の
影ڹでウィスカ発生͕
。೦さΕますݒ

・ウィスカは電ؾతにಋ
௨͕有ΔたΊ、端子ؒ
にまた͙ͱ୹絡にࢸΔ
可ೳ性͕͋ります。

https://www.oeg.co.jp/
 お問い合わせ先 　Email：oeg-soluUioO@oki.com　TEL：0�-5920-2�54

ϓϨεϑΟοτ୺ࢠ෦品のࣄ࡯؍例

● プレスフィット端子෦品の光ֶ顕微鏡によΔྫࣄ࡯؍

େܕ૸査ܕ電子顕微鏡࡯؍装置 ウィスカྫ࡯؍

ϓϨεϑΟοτ୺ࢠ෦品ίωΫλーධՁメχϡー例

試験グループ 試験߲໨

温度・湿度ؔ連

温放置試験ߴ
低温放置試験
熱衝撃試験
耐湿放置試験

機ցత試験

振動試験
ෳ合ڥ؀試験
ૠൈ耐ٱ試験
͜じり耐ٱ試験

試験グループ 試験߲໨

ಛघؔڥ؀連

耐ༀ品・耐༉性試験ʢ10छʣ
耐ਖ試験
耐ਫ試験
耐෗৯ガス試験
電流サイクル試験

スルーϗールのサイズҧいによΔ
端子ܗঢ়変化、スルーϗールྫ࡯؍

୺ࢠ形ঢ়มԽ、εϧーϗーϧ࡯؍例

ԣʢฏ面ʣ断面によΔ白化ྫ࡯؍ʢʓ෦ʣ
湿によΔ絶縁不良の可ೳ性ٵ：

ϓϦϯτج൘のനԽ࡯؍例

1�
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ं載カメラ・ηϯαーのݧࢼڥ؀ධՁ
増ՃすΔ車ࡌカメラへのෳ合త影ڹをワンストップでධՁ

଱ༀ品ੑ・ਓੑࢎ޻Ӎݧࢼ
耐ༀ品性試験は、自動車に使用さΕΔ֤छༀ品への耐性を֬ೝすΔ試験です。また、ਓ工ࢎ性Ӎ試験
は、ࢎ性Ӎへの耐性を֬ೝすΔ試験です。ༀ品の準උかΒ試験、࡯؍ධՁまで対応します。

ਓੑࢎ޻Ӎࣄݧࢼ例
2社ʢA社、#社ʣの車ࡌカメラを用いたਓ工ࢎ性Ӎ試験の࣮ྫࢪです。
試験の結Ռ、#社はレンズ表面のコーティング͕ྼ化して、ग़力ө૾の઱明さ͕ۃ端に低Լしました。

଱ચंຎ໣ݧࢼ
耐ચ車ຎ໣試験は、自動車ボディーのృ装表面΍カメラモジュールなどの֎装෦品
に、ચ車ブラシ΍෦品表面に付ணした౔、ᆍなど͕ٴ΅す影ڹをௐ΂Δ試験です。

装置の֓ཁݧࢼ
約Ї�00mm　　ブラシ幅：�00mm：ܗ֎
ブラシ材࣭：PPʢϙリプロピレンʣ

֓ ཁ

ಛ ௕

車載カメラはADAS（運転支援システム）、電子サイドミラー、バックカメラ搭載の義務
化により搭載数が大幅に増加しています。これらは自動車の安全機能に直結する重要な機
器です。車載カメラは、夏場の高温環境の車内や厳しい外部環境（高低温の温度差、高湿
度、高地、荒道での振動など）への耐久性が求められます。
こうした車載カメラの評価試験にワンストップで対応します。

● あらゆる使用環境を想定した国内最高レベルの試験環境（全57種類）で対応
● 試験、解析、評価をワンストップでサービスを提供

メーカー
レンズ表面の࡯؍ը૾ カメラのө૾ग़力

ॳظ 試験ޙ ॳظ 試験ޙ

A社੡品

#社੡品

耐ચ車ຎ໣試験機
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振ಈݧࢼ

車ࡌカメラは、光ֶユニット、੍御ج൘、઀ଓ用コネクターなどのਫ਼ີ෦
品で構成さΕています。૸行தにはܹしい振動にࡽさΕΔたΊ耐性の֬ೝ
͕ॏ要です。温度・湿度をؚΊたෳ合振動試験にも対応します。

ं載カメラの଱߲ݧࢼڥ؀໨の例

+IS等ެతن格およͼ、自動車メーカーن格試験に対応しております。ৄࡉはお問い合わせください。

振動試験機

試験߲໨ 試験の໨త
ʢ੺จࣈは0,Iエンジニアリングのಛ長ʣ 試験ن格

フォギング試験
自動車内装材かΒのش発成分によΔ付ண෺の有無を֬ೝ
すΔ。
フォギング試験かΒ付ண成分の分析まで対応可ೳ。

IS0��452
�%I/�75021

自動車メーカーن格

ඈੴ試験 自動車の૸行தに௓Ͷたੴ΍タイヤでרき上͛ΒΕた࠭
などへの耐性を֬ೝすΔ。

+AS0�M104
�SAE�+400

IS0�205�7-1�TesU�MeUIod�#

耐ༀ品性・
ਓ工ࢎ性Ӎ試験

自動車に使用さΕΔ֤छༀ品に対すΔ、車ࡌ෦品の耐性
を֬ೝすΔ。耐ༀ品性試験はެతن格͕無い。ༀ品の準
උかΒ試験、࡯؍ධՁまで対応可ೳ。

自動車メーカーن格

耐ચ車ຎ໣試験 ચ車ブラシ΍෦品表面に付ணした౔、ᆍなどの影ڹで発
生すΔࡲりইに対すΔ耐性を֬ೝすΔ。 自動車メーカーن格

車ࡌIP試験
自動車用の電子機器の֎ֲに対すΔਫ΍ܗݻ෺৵入への
耐性を֬ೝすΔ。
IPX9,よりもさΒにݫしい࠷େਫ圧15MPaに対応可ೳ。

IS0�20�5�
�+IS�%�5020

෗৯ガス試験

ེ化ਫૉ・ѥེࢎガス・ࠞ合ガスงғؾに対すΔ耐৯性
を֬ೝすΔ。
େܕ෺のଞ、車ࡌコネクタ向けのߴ濃度ガス試験に対応
可ೳʢS02ʦѥེࢎガスʧ࠷େ500QQmʣ。

+IS�C��00��-2-42
�4�
��0

温度・減圧ෳ合試験 に対すΔ耐ڥなどでのར用؀ࢢ஍౎ߴ஍ଳ、ւ֎のַࢁ
性を֬ೝすΔ。

+IS�C��00��-2-1�

+IS�C��00��-2-40

+IS�C��00��-2-41

Ԙਫ෾ໄ試験 Ԙ֐等Ԙਫงғؾに対すΔ耐৯性を֬ೝすΔ。
+IS�C��00��-2-11
�IS0�9227

+IS�;�2�71
�+IS�)��502

+AS0�M��09
��10

耐オκン試験 オκンに対すΔ耐性を֬ೝすΔ。 +IS�%�0205

振動試験 振動に対すΔ耐性を֬ೝすΔ。 +IS�C��00��-2-�

ෳ合振動試験 温湿度・振動のڥ؀ストレスに対すΔ耐性を֬ೝすΔ。 +IS�%�1�01
�+AS0�%014

ਖᆍ試験・耐ਖ試験 ਖᆍに対すΔ耐性を֬ೝすΔ。
IEC�00��-2-��߱ਖLb試験ʢੴӳなどʣに対応可ೳ。

+IS�%�0207

+IS�C�+�00��-2-���Lb

+IS�;��901

サーマルショック
ʢ熱衝撃ʣ試験

。な温度変化に対すΔ耐性を֬ೝすΔܹٸ
。に対応可ೳˆ�00ߴ࠷温ଆ͕ߴ +IS�C��00��-2-14

温湿度サイクル試験 温湿度変化に対すΔ耐性を֬ೝすΔ。 +IS�C��00��-2-��

湿放置試験ߴ温ߴ 長ߴ、ؒظ湿度Լで放置した৔合の耐性をධՁすΔ。 +IS�C��00��-2-7�

2�
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はͪ͜Βࡉৄ ⾣ https://www.oeg.co.jp/3eM/chJp.htNM

ඈੴݧࢼ
自動車の૸行தに௓Ͷたੴ΍タイヤでרき上͛ΒΕた࠭などへの耐性をධՁ

ඈੴݧࢼ（νοϐϯάݧࢼ・άラϕϩݧࢼ）

+AS0�M104、SAE�+400、IS0�205�7-1�TesU�MeUIod�#などの試験ن格に対応しています。さΒに、光
ֶ顕微鏡΍電子顕微鏡などで試験ޙの࡯؍、Ԙਫ෾ໄ試験΍ガス෗৯試験ͱ૊Έ合わせΔ͜ͱで、ඈ
ੴ試験で生じたଛইをՃ଎ྼ化させΔ試験も対応できます。

֓ ཁ

ಛ ௕

飛石試験とは、石や砂利、砂などの飛行物体の衝撃を模擬する試験です。自動車が走行中
に跳ねた石やタイヤで巻き上げられた砂による耐久性を評価します。

ˠバンパー、ランプハウジング、バックミラー、ృ膜、ブレーキチューブ、車֎センサー、
カメラレンズ、電ؾメッキ੡品　など

● 500［mm］角の広い試料エリアを有し、ヘッドライトなどの大型製品の試験が可能
● 試験後の観察・評価まで対応可能
● 塩水噴霧試験やガス腐食試験と組み合わせることで、損傷部の加速劣化試験に対応可能

ඈੴࣄݧࢼ例

࠭ਖなどを໛擬した෾ग़෺にܔ
けいしΌ

࠭を使用した試験では、カメラレンズ表面にࡉかいই͕付きました。
ͦの影ڹによりই͕無いカメラը૾ͱൺֱすΔͱ、ը૾の઱明さ͕ۃ端に低Լしました。

ඈੴ෾ࣹޱ
ྉࢼ

ඈੴ試験のイメージ ੴछのྫ ඈੴ試験機

ナット ར࠭ۄ

�号ࡅੴ

�号ࡅੴ

車ࡌカメラʢ試験લʣ 車ࡌカメラʢ試験ޙʣ 車ࡌカメラの࣮ը ʢ૾試験લʣ車ࡌカメラの࣮ը ʢ૾試験ޙʣ
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֓ ཁ

ಛ ௕

超音波映像装置は、半導体パッケージ、セラミック、金属、樹脂部品などの内部ボイド、
クラック、剥離などの欠陥を検出できます。

● X線検査で確認が困難な樹脂内部ボイドや剥離を検出可能
● 5MHz〜200MHzと幅広い周波数帯での測定が可能

はͪ͜Βࡉৄ ⾣ https://www.oeg.co.jp/BOBMZsJs/sBt.htNM

௒Ի波ө૾ղ析ʲ4"5ʳ
੡品内෦の֤छܽؕをඇഁյ・ײߴ度で検ग़可ೳ

௒Ի波ө૾装置をར༻したࣄ࡯؍例

௒Ի波ө૾装置測定ݪཧ 測定ର৅例

୅දతな࡯؍・分析ର৅ɿ൒ಋମパッケージ、
セラミック、ۚଐ、थܗࢷ成෦品などʢฏ面構଄のものʣ
測定可能αイζɿ�50<mm>ʷ�50<mm>ʷ�0<mm>

20um

1.�mm

ビ
ー
ム
径

周波数

5M)[ 200M)[

ۚଐ൘の張り合わせ

%IP
S0P
ʢモールド

厚いICʣ
I(#T

S0P
2FP
ʢモールドബいICʣ

ミニモールド
ʢトランジスタ

ダイオードなどʣ LE%

ʢ面࣮装ʣ

セラミックス

CSP・FCʢベアʣ
入力エコー波ܗ
ʢプラス波ܗʣ

モールドथࢷ

スキャニング

反射エコー波ܗ
ʢ正ৗ෦：プラス波ܗʣ 反射エコー波ܗ

ʢҟৗ෦：マイナス波ܗʣ

ダイパッド
チップ

プ
ロ
ー
ブ

ണ཭などの
ҟৗ発生෦

ICのリード෦ണ཭ICのチップ෦ണ཭

ΰム内෦フィラーө૾

ણҡঢ়のϑΟラー͕
されΔ࡯؍

थࢷ成ܕ品内෦フィラーө૾

ણҡঢ়のϑΟラー͕
されΔ࡯؍

ണ཭発生෦

ウェハണ཭ө૾

ണ཭発生෦

I(#Tのダイボンド෦ボイド

ന৭෦Ϙイυ
（୅ද例を໼ҹでࣔす）

水
中
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はͪ͜Βࡉৄ ⾣ https://www.oeg.co.jp/BOBMZsJs/-�*OtheSNo.htNM

ϩοΫイϯ੺֎ઢ発೤ղ析を༻いたނোղ析
ඇഁյでଟ૚ج൘΍ີߴ度࣮装ج൘のނোをಛ定

োղ析ιϦϡーγϣϯނ
ロックイン੺֎ઢ発熱ղ析によΔނোݸ所ಛ定ͱ、様ʑなղ析πールʢ࡯؍・測定・Ճ工ʣを૊Έ合
わせてૣظに問୊をղܾします。

ϩοΫイϯ੺֎ઢ発೤ղ析のݪཧ
電流によΔ発熱ڧ度ͱ、ҹՃかΒ発熱までの時ؒʢਂさ৘ใʣをग़力します。

֓ ཁ

ಛ ௕

ロックイン赤外線発熱解析（LIT）は、故障箇所から放出される微小な熱の変化を検出す
る故障個所特定方法です。従来、半導体デバイスの故障解析といえば破壊を伴う解析手段
が一般的でしたが、本装置では非破壊状態で故障箇所の特定が可能です。

● 非破壊で故障箇所の特定が可能
● 多層基板や高密度実装基板の故障解析も可能
● 特定された故障箇所に対して物理解析を実施することで故障要因の絞り込みが可能

XઢCT検査装置 ಁաXઢ検査装置

レーザー։෧装置

ύοέーδ։෧
ύοέーδബບԽ

9ઢࠪݕ

I-7測定

෦品取り֎し

電気తಛੑࠪݕ

Lock-iO�TIeSmal�
EmissioO�MicSoscoQe

ϩοΫイϯ੺֎ઢ発೤ղ析

͋ΔϐΫηϧの発೤

パルス電圧ҹՃʢ0.1ʙ25)[ʣ

*3
੺֎ઢ
カメラ

ྉࢼ

7

5ɹද໘

৘ใ：ڧ度Aɼ位相ࠩ϶U
ਂい所の発熱は஗Εて検ग़
� ˰ਂさの検ग़ʢ位相ࠩʣ

T

表
面

7

U
϶U

A

度૾ڧ 位相૾
ॏͶ合せ૾
ʢڧ度ʣ

�0Жm
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ϩοΫイϯ੺֎ઢ発೤ղ析のಛ௃

ロックイン੺֎ઢ発熱ղ析は、ߴいۭؒ分ղೳͱײߴ度な検ग़ೳ力をඇഁյで࣮ݱします。

ϩοΫイϯ੺֎ઢ発೤ղ析のղ析ࣄ例

● パワーデバイスのղ析にదしたʶ�0007までのߴ電圧ҹՃ͕可ೳ
● େ࣮ܕ装ج൘のղ析にదしたステージサイズ　5�0mmʷ��0mm

#("のγϣーτ

-4*の発೤

൘の発೤ج

ۭ間分ղ能
数Жm

度ײ
数ेЖWʙ

ग़ਂさݕ
ʙ数mm

ಁաXઢ

োղ析ނ*4-
ബບԽ

I-7測定 ಁաXઢ LITʢڧ度૾ʣ

LITʢڧ度૾ʣ 発光ղ析 SEM࡯؍

։෧

ΤονόοΫ

LITʢڧ度૾ʣ

-4*の発೤

LITʢڧ度૾ʣ

SEM࡯؍ E%X分析

োղ析ނ")#

'e ,Ћ

$o ,Ћ

/J ,Ћ

XઢCT

#("のγϣーτ

LITʢڧ度૾ʀ表面ʣ

ϓϦϯτج൘ނোղ析

LITʢڧ度૾ʀཪ面ʣ

XઢCTʢฏ面૾ʣ XઢCTʢཱମ૾ʣ

൘の発೤ج

εϧーϗーϧ間ҟ෺

εϧーϗーϧ間ҟ෺
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品࣭֬ೝのたΊのྑ品ղ析
デバイスのબ定、品࣭֬ೝ・品࣭վળに

いΔͯͬࠔ ͱ͜をおฉ͔せください。0,*ΤϯδχアϦϯά͕ごఏҊします。

お٬様かΒのҎԼのよ͏なご相ஊにお応͑します。

㾎 パッケージングさΕた電子෦品のத਎͕わかΒない͕、ど͏しよ͏ 
㾎 ւ֎੡の電子෦品の੡଄品࣭ͬてど͏なのだΖ͏ 
㾎 ੡଄プロセスを変͑ΔΒしいのだけど、Կか֬ೝしなくていいの 
㾎 ಉじ機ೳなのだけど、品࣭はどちΒの੡品͕いいの 
㾎 見たいͱ͜Ζ஌りたい͜ͱは、はͬきりしていΔ͕、安Ձに֬ೝできΔの 

ϑϧεϖοΫྑ品ղ析 l-4*ϓϩηε਍அz

֓ ཁ

ಛ ௕

良品解析は、正常に動作する電子部品を解析し、将来故障に至る危険性を推定します。

● LSIなど半導体デバイスの品質を内部構造解析よる定量評価
● LSI開発・品質保証の経験者が過去の実績から診断
● 問題解決のための診断書・処方箋作成

アライメントのͣΕ͕࡯؍さΕた ૚ؒ膜தҟ෺͕֬ೝさΕた

νοϓஅ໘4&.ࠪݕ νοϓք૚ࠪݕ

ワイヤー流Ε͕࡯؍さΕた 結থ͕ܽؕ֬ೝさΕた

ಁա9ઢࠪݕ νοϓஅ໘5&.ࠪݕ

信པੑݧࢼ 問୊఺：ධՁ時͕ؒかかり、
様ʑな試験͕ඞ要

ྑ品ղ析 デバイスに内ࡏすΔܽؕを
様ʑな面かΒ࡯؍し、品࣭をධՁ

発ల

-4*ϓϩηε਍அ

品࣭֬ೝ・վળ
検査・試験のࠐߜΈ

ௐୡデバイスબ定

૯合所見ʢ࠾఺ʣ਍断・ॲ方ᝦ

良品ղ析

-4*ϓϩηε਍அのಛ௃

LSIプロセス਍断は、信頼性試験のิٕ׬ज़ͱした
ʮ良品ղ析ʯをもͱに、問୊ղܾに͕ܨΔ方法ͱし
てཱ֬しました。

ղ析例ͱܽؕ
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ྑ品ղ析例

͜のଞにも検査࣮߲ࢪ໨はお٬様のご要望に͋わせてカスタマイズします。
おܰؾにご相ஊください。

名শ
ϑϧε΃οΫ

ྑ品ղ析
（-4*ϓϩηε਍அ）

アηϯϒϦ޻ఔ
ྑ品ղ析

΢Τϋϓϩηε
ྑ品ղ析

؆қ型ྑ品ղ析

঎品コンセプト

ICશମを޿くৄࡉに
ධՁ

パッケージ・ワイヤー
に注ࢹ

ICチップに注ࢹ ICશମを޿くリーズ
ナブルにධՁ

໨త

長ظにわたり、自社
੡品に࠾用の৔合な
ど、ৄࡉにධՁ・֬
ೝを࣮ࢪ。

パッケージ΍ワイ
ヤー材の変ߋ等͕
͋ͬた৔合に࣮ࢪ。

ICチップの੡଄工৔
変ߋ΍工ఔ変͕ߋ行
わΕた৔合に࣮ࢪ。

શମతにେきな問୊
を๊͑ていないかの
֬ೝ、信頼性試験લ
での変動ௐ査などޙ
を໨తͱして࣮ࢪ。

実施߲໨

検査؍֎ ˓ ˓ ʕ ˓

Xઢ検査ʦಁա、CTʧ ˓ ˓ ʕ ˓

超音波୳査 ˓ ˓ ʕ ˓

内෦検査 ˓ ˓ ʕ ˓

チップ֎؍検査 ˓ ˓ ˓ ʕ

クレータリング検査 ˓ ˓ ʕ ʕ

パッケージ断面検査 ˓ ˓ ʕ ʕ

エッチバック検査 ˓ ʕ ˓ ʕ

SEM検査 ˓ ʕ ˓ ˓

TEM検査 ˓ ʕ ˓ ʕ

૯合਍断 ˓ ˓ ˓ ˓

ඞ要サンプル数 15ʙ20ݸ 5ʙ10ݸ 5ʙ10ݸ 5ʙ10ݸ

ؒظ 2.5 ϲ݄ 1.0 ϲ݄ 1.5 ϲ݄ 1.0 ϲ݄

ྑ品ղ析は、他のධՁٕज़（信པੑݧࢼ΍電気ಛੑධՁなͲ）ͱ૊Έ合わせΔ͜ͱで、さ
ΒにޮՌతです。
0,*ΤϯδχアϦϯάでは、ྑ品ղ析、信པੑݧࢼ、電気ಛੑධՁ等の関連ධՁを幅޿く
ごఏڙしͯおりますので、ぜひご૬ஊください。
ྑ品ղ析の品࣭֬ೝは、ं載੡品のΈなΒͣ、ຽ生品にもରԠします。ग़ՙલにৄࡉなྑ
品ղ析での品࣭֬ೝの実施をおすすΊします。
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装置

֓ ཁ

ಛ ௕

故障解析や良品解析など、解析における様々なステージにおいて、非破壊にて試料内部の
構造情報を高精度に取得いたします。

●  微小な電子部品（抵抗、コンデンサ、IC/LSI、LEDなど）、回路基板、リチウムイオン二次
電池、アルミダイカストやCFRP、 コンクリートなど、幅広い分野での非破壊観察に対応

●  撮影ニーズに合わせた画像最適化や高機能解析ソフトウェアによる各種解析が可能
●  対象試料により、装置の使い分け

CIeeUaI�E70ʢコメットテクノロジーズ・ジャパン社੡ʣ

X線検出器 フラットパネル検出器
管電圧 25～ 160kV
焦点寸法 0.3um
搭載可能ワークサイズ Φ460mm H410mm
試料重量可能サイズ 最大5kgまで
撮影時間 最短10分～

はͪ͜Βࡉৄ ⾣ https://www.oeg.co.jp/BOBMZsJs/q VoSoscopZ.htNM

ಁա9ઢղ析・ϚイΫϩϑΥーカε9ઢ$5ղ析
微ࡉ電子෦品かΒେجܕ൘のඇഁյ検査に対応します

iOsQeXio�SMX-225CT�FP%�)Rʢౡ௡੡࡞所社੡ʣ

X線検出器 フラットパネル検出器
管電圧 40～ 225kV
焦点寸法 4um
搭載可能ワークサイズ Φ400mm H300mm
試料重量可能サイズ 最大12kgまで
撮影時間 最短10分～

ಁա9ઢでの࡯؍例

ΫラοΫ

அઢ

LE%のワイヤー઀ଓ෦
ʦワイヤー断ઢʧ

ICの端子઀合෦
ʦはΜだクラックʧ

൘のスルーϗール内෦ج
ʦはΜだのボイドʧ
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https://www.oeg.co.jp/
 お問い合わせ先 　Email：oeg-soluUioO@oki.com　TEL：0�-5920-2���

データ提ڙ：コメットテクノロジーズ・ジャパンࣜג会社�様

I(#Tモジュールのダイボンド઀ଓ෦
ʦボイドʧ

コイル෦品
ʦרઢの断ઢʧ

Li-ioOೋ࣍電池
ʦ内෦電ۃの変ܗʧ

μイϘϯυ෦のϘイυ

9ઢ$5での࡯؍例

ワイヤーボンド
ʦワイヤーܗঢ়֬ೝʧ

#(A઀合෦
ʦՃ工ը૾によΔボイド֬ೝʧ

センサー෦品
ʦՃ工ը૾によΔ構଄֬ೝʧ

#(A઀合෦
ʦ઀ଓ෦のܗ成ҟৗʧ

2�



֓ ཁ

ಛ ௕

電子部品の新規採用や流通在庫品の採用にあたり、真贋判定・信頼性試験を実施します。
対象は主にLSI・パワーデバイス・抵抗・コンデンサー（積層セラミックコンデンサー；
MLCCなど）・LEDなどです。電気的測定、保管状態の確認、市場流通品の模造品識別など
を試験します。

● 正規品と模倣品の外観比較、透過X線検査による真贋判定
● 電気的特性評価による機能試験
● 高温動作試験、温度サイクル試験などの加速試験による信頼性評価

★これらの調査・試験を、ワンストップでご提供します。

流通在庫品と呼ばれる半導体・電子部品には、模倣品や保管状態の良くない製
品、規格外の不良品が紛れていることがあります。それらは製品組み込み後に
動作不良発生の原因となることがあります。

まず、調達した流通在庫品については真贋判定を行います。そして正規品と判
断された製品に対しては機能試験を行い、さらに製品に搭載されてから市場で
の寿命までの動作を保証できるかを確認する信頼性試験（品質確認）を実施す
ることが望ましいと考えております。

4tep1　֎؍検査・Xઢ検査
4tep2　電ؾతಛ性ʢI-7؍測ʣ検査・内෦検査

1.ਅӛ൑定ɿ໛฿品で͋Δ͔൱͔の֬ೝ（正ن品ͱのൺֱ）

● デバイスのデータシートかΒテストパターンͱテストプログラムを
ࢪతಛ性測定を࣮ؾな電ࡉৄ、成し࡞

2.電気తಛੑධՁɿ半導体のεϖοΫ௨りの機能でಈ࡞すΔ͔（機能ݧࢼ）

● 、ߴ試験࡞温動ߴ 温ߴ湿試験、温度サイクル試験等のڥ؀試験を࣮ࢪし、
品࣭を֬ೝ

3.信པੑݧࢼɿࢢ৔でのಈ࡞をอূで͖Δ͔Ͳ͏͔ण໋֬ೝ（品࣭֬ೝ）

はͪ͜Βࡉৄ ⾣ https://www.oeg.co.jp/BOBMZsJs/tZoVtBtV.htNM

半導体・電ࢠ෦品の୅ସௐୡにおけΔ
流௨ݿࡏ品のਅآ൑定・信པੑݧࢼ
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ਅآ൑定ɹࣄࠪݕ例

ਅآ൑定ϑϩー 

https://www.oeg.co.jp/
 お問い合わせ先 　Email：oeg-soluUioO@oki.com　TEL：0�-5920-2���

ώアリング
ʢ入खܦҢ等ʣ

検査؍֎

ಁա̭ઢ検査

ใ ࠂ

4tep1 4tep2

電ؾతಛ性検査

内෦検査

ใ ࠂ

ਅآ൑定

ਅآ൑定

検査߲໨

● ロΰマーク
● チップサイズ
● 配ઢパターン
● ボンディングঢ়ଶ

流௨ݿࡏ品を࢖༻すΔࡍには、؆қతなࠪݕでもਅآ൑定͕可能です

検査؍֎ ಁաXઢ検査 電ؾతಛ性検査

正ن品

໛଄品

所 見 イϯσοΫεϚーΫにࠩҟ͋り ಺෦ϑϨーϜߏ଄にࠩҟ͋り 電気ಛੑにࠩҟ͋り

イϯσοΫεϚーΫ͋り

イϯσοΫεϚーΫなし

3�



はͪ͜Βࡉৄ ⾣ https://www.oeg.co.jp/BOBMZsJs/gSJOE.htNM

அ໘Ճ࡯؍・޻
く対応します޿に幅࡯؍・構଄ղ析ࡉ験・ٕज़により微ܦ৽のઃඋͱ࠷

֓ ཁ

ಛ ௕

LSIの微小なピンポイント加工や難加工性材料の断面加工など最新の設備と経験・技術に
より、幅広いニーズにお応えします。断面加工と併せて、SEM, TEMなどによる観察サー
ビスも可能です。

● 高精度・高品位な断面・平面観察用試料加工が可能（FIB＋イオンスライサー）
● 難加工性材料（SiCなど）の加工が可能（イオンスライサー＋イオンミリング）
● 広域な機械研磨加工を高精度な断面に仕上げ（機械研磨＋イオンミリング）
● TEM像、STEM-BF像、STEM-DF像、SE像、ED像の観察が可能

அ໘Ճ޻ɹࣄ࡯؍例

モールドथࢷதのガラスフィラー
ʢイオンミリング-SEM૾ʣ

(a/デバイス断面
ʢイオンスライサー -STEM૾ʣ

微ࡉデバイスྫ࡯؍
FiOゲート構଄、ઃ計ルール14OmʢTEM૾ʣ

4J 4J0/)G0

2.3�NN

2.16NN

2.31NN

2.1�NN

フラッシュメモリーセル断面
ʢFI#-SIM૾ʣ

Auボンディング෦断面
ʢFI#-SIM૾ʣ

SiCデバイス断面
ʢイオンミリング-SEM૾ʣ

'*# '*#ബยϦϑτア΢τ イΦϯεライα イΦϯϛϦϯά '&�5&.

FI#Ճ工ダメージをআڈ
୯ಠでྖ޿ҬのTEMサン
プル࡞੡͕可ೳ

機ցతݚຏダメージのআڈ
੬ऑ材ྉ・ෳ合材ྉք面
の࡯؍試ྉ࡞੡

https://www.oeg.co.jp/
 お問い合わせ先 　Email：oeg-soluUioO@oki.com　TEL：0�-5920-2���
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はͪ͜Βࡉৄ ⾣ https://www.oeg.co.jp/BOBMZsJs/theSNBM.htNM

೤ಛੑධՁ
൒ಋମ電子෦品の放熱ಛ性೺Ѳ・վળにお໾ཱてください

೤ա౉ղ析（5heSNBM 5SBOsJeOt 5estJOg）測定の֓ཁ

7Gの温度依ଘ性ʢ温度パラメータʣͱ、温度
のա౉応౴ಛ性かΒ、熱の఻わり方をグラフ
化ʢ構଄ؔ数化ʣして示します。
˞構଄ؔ数：熱抵抗�対�熱容量のグラフ

֓ ཁ

ಛ ௕

電子機器内の発熱は回路の誤動作を引き起こすことがあります。また、システムの信頼性劣
化や電子部品の寿命を短くする原因にもなります。そのため、近年の高集積化・高密度化し
たシステムに使用されている電子部品の熱設計は非常に重要です。電子部品内部の熱特性
をグラフ化（熱抵抗対熱容量表示）することで、分かりやすいデータをご提供します。

● JEDEC JESD51-14に準拠したθjc評価
● Si系IGBTはもちろんのこと、SiC・GaNデバイスなど各種パワーデバイス評価に対応
● LEDの熱・光特性を同時測定することで、光出力を考慮した正しい熱抵抗を評価

熱ಛ性にҟৗ͕֬ೝさΕた৔合は、超音波୳査ʢSATʣ、ಁաXઢ࡯؍、XઢCT࡯؍、断面ݚຏ࡯؍等、
࣍のղ析ステージにシームレスにҠ行可ೳです。

超音波୳査によΔണ཭ධՁྫࣄ 断面ݚຏ࡯؍によΔք面ྫࣄ࡯؍

温度パラメータ

7Gʦ7ʧ

϶7G
電流ʹcoOsU.

϶T 温度ʦˆʧ

温度ʢ7Gʣのա౉応౴ಛ性

温度
ʦˆʧ

時 ʦؒsecʧ

構଄ྫ
ૉ子

ダイボンド

グリス

チップʢP/઀合ʣ

ダイパッド

ώートシンク

発熱

● 熱͕఻わりқいʹ熱抵抗͕低い
˰傾き͕େきいʢۚଐ
Siチップ等ʣ

● 熱͕఻わりͮΒいʹ熱抵抗͕ߴい
˰傾き͕খさいʢボンド材
グリス等ʣ

構଄ؔ数ྫ
熱容量

ʦWs�ˆʧ

熱抵抗ʦˆ �Wʧ

ダイパッド

チップ
ʢP/઀合ʣ

測定ܥશମの熱抵抗

ώートシンク
周ғڥ؀

グリス

ダイボンド

μイύουཪ໘ണ཭

チップ

ダイパッド

Ϟーϧυथࢷ

Ϟーϧυथࢷ

グリス

https://www.oeg.co.jp/
 お問い合わせ先 　Email：oeg-soluUioO@oki.com　TEL：0�-5920-2���

+

32



はͪ͜Βࡉৄ ⾣ https://www.oeg.co.jp/seNJcoO/O�geOpow.htNM

電ࢠ෦品の信པੑධՁݧࢼ
൒ಋମ電子෦品の信頼性試験を行います

֓ ཁ

ಛ ௕

ICなどの半導体電子部品の信頼性評価試験は、お客様が製品開発や部品選定をされるとき
にとても重要になります。こうした重要な試験をJEDECやMILなどの規格に基づいて行い
ます。また、試験前後における電気的特性測定にも対応します。

●  温度サイクル試験や高温保存試験などの放置試験に加え、高温動作試験やバイアス試
験などの通電試験も問題なく対応

●  ESD／ラッチアップ試験も規格に応じて可能
●  LSIテスター等による電気的特性の取得

ݧࢼにରԠした信པੑ֨ن

໨߲ݧࢼ ಺༰ݧࢼ ৚݅例ݧࢼ நग़したいނোݱ৅ ୅ද֨ن

)T0L
ʢߴ温動࡞ʣ ࡞電圧で連ଓ動ߴ・温ߴ 125ˆ

1000時ؒ
ゲートࢎ化膜ഁյ
઀合ഁյ、૚ؒ絶縁膜ഁյ
エレクトロマイグレーションなど

+ES%22-A1�
MIL-ST%����MeUIod�
1005

LT0L
ʢ低温動࡞ʣ 低温・ߴ電圧で連ଓ動࡞ ʵ40ˆ

1000時ؒ ϗットキャリア注入 +ES%22-A10�

)TS
ʢߴ温放置ʣ 温で連ଓ放置ߴ 150ˆ

1000時ؒ
メタル配ઢ・7iaのマイグレーションなど
不ش発性メモリーのデーターอ࣋

+ES%22-A10�
MIL-ST%����MeUIod

T)#
ʢߴ温ߴ湿バイアスʣ 電圧で連ଓバイアスҹՃߴ・湿ߴ・温ߴ �5ˆ／�5ˋ

1000時ؒ アルミパッド෗৯など +ES%22-A101

)AST
ʢߴ温ߴ湿バイア
スʣ

電圧で連ଓバイߴ・圧力ߴ・湿ߴ・温ߴ
アスҹՃ
不๞࿨ৠؾՃ圧

1�0ˆ／�5ˋ
9�時ؒ アルミパッド෗৯など +ES%22-A110

PCT
ʢৠؾՃ圧ʣ

圧力で連ଓ放置ߴ・圧ߴ・温ߴ
Ұൠతには๞࿨ৠؾՃ圧

121ˆ／100ˋ
9�時ؒ アルミパッド෗৯など +ES%22-A102

TC
ʢ温度サイクルʣ

低温ˠߴ温ˠ低温の܁りฦし
Ұൠతには放置
動࡞ঢ়ଶで࣮ࢪすΔ試験ʢPTCʣも͋Δ

ʵ40ˆ／125ˆ
1000サイクル

パッケージの熱ڥ؀変化によΔクラッ
ク、ണ཭など
アルミ配ઢスライドなど

+ES%22-A104
MIL-ST%����MeUIod�
1010

PC
ʢ耐リフロー性ʣ

はΜだリフロー槽ʢಉ等装置ʣへ流しࠐ
Έ΂ークˠٵ湿ˠ耐リフローධՁ

MaY2�0ˆ
�回

チップ表面ണ཭、パッケージクラックな
ど

+-ST%-020-A102�
+ES%22-A11�

ELFR
ʢॳނظো཰ʣ ࡞電圧で連ଓ動ߴ・温ߴ 125ˆ

24時ؒ ੡଄ܽؕなどのॳظ不良 +ES%74A
AEC-2100-00�

+E%EC΍MILなどن格に対応した信頼性試験ͱして、൒ಋମデバイスのプロセス։発かΒ量࢈までの
֤ஈ֊のނোモードをྀߟした信頼性検証を໨తͱしています。

● ॳނظোのূݕ
໨త：�動࡞のॳظஈ֊で発生すΔނোはଟいたΊ、

量࢈ஈ֊でのॳނظো཰ʢELFRʣを೺Ѳ
し、スクリーニング検査でॳނظোを低減
させΔたΊ。

● ຏ໣ނোのূݕ
໨త：�૝定さΕΔ使用ڥ؀΍使用ؒظにおいてຏ

໣ނো͕生じないか信頼性向上のたΊ。

● �信頼性試験に
よΔ検証
ˠ�ຎ໣ނোの

信頼性向上

● ELFR試験によΔ検証
● スクリーニング検査
ˠނো཰の低減

୅ද߲ݧࢼ໨ද
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όーϯイϯݧࢼ

)T0L、LT0L、T)#などはデバイスの࣮動࡞にۙい動࡞ʢまたは電圧ҹՃʣで試験を行います。
֤デバイスに応じたバーンインボードを੡࡞し、バーンイン試験を࣮ࢪします。

ஙߏڥの؀ݧࢼ
ご要ٻの仕様に応じてద੾な装置をબ୒し、バーンイン・コストを࠷ద化します。
バーンインボードの੡࡞、さΒにアナログデバイス・ߴ機ೳデバイスにͭいては、自社։発の信号発
生ボードなどもબ୒ࢶͱしてॊೈにڥ؀を੔͑ます。

ೳσδλル-4Iػ1ɽ高ྫࣄ

όーϯΠϯ૷ஔ ɿO&G-D#42（N&8）1Bge1�
ର৅σόΠε ɿ'1G"（�2
���GBUeT
�2��৴߸
（2छྨݯి�
ςεトप೾਺ ɿ1.)[
ςεトύλーϯ௕ ɿ2.εςップ

ೳͳσδλル部ʹରͯ͠ػ4Iͷ高-ࢠɿଟ୺ٻཁޚ
ಈ࡞཰͕高͍όーϯΠϯ

˰μΠφϛッΫɾόーϯΠϯ૷ஔͷ։発

ॻ͖ࠐΈճ࿏͕ҟͳΔ
4඼छͷ'1G"Λಉ時ʹ
όーϯΠϯ࣮ࢪ
（গྔɺଟ඼छ΁ͷରԠ
͕Մೳ）

'1G"όーϯΠϯݧࢼରԠ࣏۩

メモリーデバイスを試験すΔたΊの
自社։発バーンインボード

の実施ݧࢼ
࡞にۙい動࡞します。࣮動ࢪ構ஙしたバーンインボード΍信号発生ボードなどを用いて試験を࣮ڥ؀
をさせΔ͜ͱ͕望ましいͱさΕています。

● スタティックバーンイン
ʢバイアスҹՃ試験ʣ　

�ߴ： 温ڥ؀において、電源΍信号にҰ定の電圧をҹՃし、ن定時ؒอ
࣋させΔ試験

● ダイナミックバーンイン
ʢ動࡞試験ʣ　　　　　

�ߴ： 温ڥ؀において、クロック΍੍御信号を入力しLSI内෦のଟくのト
ランジスタ等をن定時ؒ動࡞させΔ試験

電源ࢹ؂ICのアナログ入力෦に負荷をҹՃすΔたΊ、�
೚意波ܗで࣮ࢪしたྫ

発振器

バーンインボード

ASICの࣮動࡞にۙいߴ଎クロックʢ��M)[ʣで、�
ྫࣄしたࢪ࣮

発振器ʢߴ温で動࡞できΔ
෦品をスクリーニングしબ定ʣ

バーンインボード
��M)[を౥ࡌしたジェネ
レーター

ಈݧࢼ࡞例（μイナϛοΫ・όーϯイϯݧࢼ）

��M)[
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電子෦品の૊ཱ工ఔで発生した
ো品をղ析します。ES%によނ
Δഁյ͕ݪҼͱਪ定さΕたͱき
は、࣮ݱ࠶験、工ఔ内ES%ௐ査
を࣮ࢪします。͜ΕΒの結Ռに
ιリューࢭきES%ഁյ๷ͮج
ションをご提案します。

ࡦఔ&4%ର޻

&4%ʗラονアοϓݧࢼ

電子デバイス、電子機器におけΔES%ʢ静電ؾ放電ʣଛই、ラッチアップݱ৅によΔޡ動࡞耐性など
を試験します。
͜ΕΒは、ެతな試験ن格ʢ+EITA、+E%EC、IECなどʣにͮجいて࣮ࢪします。

ଳ電Ϟσϧのయ型例

୅දతな&4%、ラονアοϓの֨نݧࢼ
+&*5" +&%&$

)#M試験˞1 E%4701-�02　試験方法�04 A/SI-ES%A-+E%EC-+S-001

MM試験˞2 E%4701-�02　試験方法�04ʢߟࢀ試験ʣ +ES%22-A115

C%M試験˞� E%4701-�02　試験方法�05 A/SI-ES%A-+E%EC-+S-002

ラッチアップ試験 E%4701-�02　試験方法�0� +ES%7�

)#M�MM�ラッチアップ試験装置

ES%�ラッチアップҹՃ用ボード 電圧)#M�MM�SCM˞4試験装置ߴ

C%M試験装置

˞1�)#M：)umaO�#odZ�Model　 ˞2�MM：MacIiOe�Model　 ˞��C%M：CIaSged�%evice�Model　 ˞4�SCM：Small�CIaSge�Model

ະରۀ࡞ࡦΤリア ରۀ࡞ࡦΤリア

୆ （ंରࡦ඼）

চ
（ಋిচ）

Ҝࢠ
（ରࡦ඼）

アーε

୆ۀ࡞
（ಋిϚット）

আిث
（ΠΦφΠβ）

อ؅༰ث（ಋిੑ）
อ؅୨（ಋిϚット）

୆ं
（ະରࡦ）

চ
（ະରࡦ）

Ҝࢠ（ະରࡦ）

アーε
（ະઃஔ）

（ࡦະର）୆ۀ࡞

แ૷ࡐ
（プラεチッΫ）

อ؅༰ث（ະରࡦ）
อ؅୨（ະରࡦ） දࣔ

リεトεトラップ
ಋిۺ
ҥ෰΋ର৅ۀ࡞

҆શͳ
૊ཱ޻ఔͷఏڙ

૊ཱ޻ఔESDରࡦ

https://www.oeg.co.jp/
 お問い合わせ先 　Email：oeg-soluUioO@oki.com　TEL：0�-5920-2���

੩ిి์ؾ

઀஍ۚଐ

ଳిͨ͠
ਓମ

ਓମଳ電モデル

઀஍͞Εͨۚଐ
ESDத࿨ిՙ

ຎࡲ੩ిؾ
（ύッέーδද໘্）

デバイスଳ電モデル
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はͪ͜Βࡉৄ ⾣ https://www.oeg.co.jp/seNJcoO/BecR1��.htNM

電ࢠ෦品の"&$�2ݧࢼ
車ࡌ੡品化にඞਢの試験メニューをラインナップ

֓ ཁ

ಛ ௕

AEC規格は、車載用電子部品における信頼性試験の世界基準規格です。欧米では広く採用
されています。OKIエンジニアリングでは、AEC-Q100, 101, 200に準拠した信頼性試験サー
ビスをご提供します。

● AEC-Q100, 101, 200の各規格に準拠した信頼性試験
● 環境ストレス試験や加速寿命試験で必要な試験用ボード製作、信号発生器構築に対応
● LSIテスターなどの測定機器で、試験前後の電気的特性測定に対応
● 測定データに対するCpk等の統計処理に対応

ύϫー温度αイΫϧݧࢼ
パワー温度サイクル試験は、デバイスの௨電動࡞ͱ温度ڥ؀を周ظతに変化させて、耐性を֬ೝすΔ
試験です。
デバイスの௨電動࡞にඞ要な࣏具੡࡞かΒ、௨電動0/�0࡞FF੍御構ங、試験࣮ࢪまでワンストップ
で対応します。

ԭΤϯδχアリϯάͰߏங

ON/O''ίϯトϩール

σーλϩガー
ग़ྗ

入ྗ

温౓αΠΫルݧࢼ૷ஔ

Ϙーυݧࢼ

ɺݯి
৴߸発生ث 1C

パワー温度サイクル試験構成 標準తなパワー温度サイクル試験৚݅

"&$�21��の߲ݧࢼ໨୅ද例

分類 ֨نরࢀ ໨಺༰߲ݧࢼ

ストレス試験ڥ؀
+ES%22�A105 パワー温度サイクル試験

AEC-2100-000� ॳނظো཰ධՁ試験

Ճ଎ण໋試験 AEC-2100-0005 不ش発性メモリーの܁りฦし書き͑׵試験、
データーอ࣋試験

電ؾతಛ性֬ೝ

AEC-2100-002 ES%ʢ)#Mʣ試験

AEC-2100-011 ES%ʢC%Mʣ試験

AEC-2100-004 ラッチアップ試験

AEC-2100-009 ಛ性分෍

+ES%�9-2 ιフトエラー試験
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ラονアοϓݧࢼ

ラッチアップ試験は、ݸผ試験かΒLSIのઃ計ࢧԉまで幅޿く対応可ೳです。また、AEC-2100では࠷
େ動࡞อ証温度のΈの試験要ٻでࣨ温試験の要͕͋ٻりませΜ。ͦΕによͬて、࠷େ動࡞อ証温度͕
。Δ可ೳ性͕͋りますޡ準にऩまͬたͱしてもೝ証をج
試験結Ռをత֬に見ۃΊΔたΊには、ن格に要ٻのないݸผの試験৚݅をデバイス仕様書かΒద੾にಡ
Έ取Δઐ໳性͕ඞ要です。͜の試験結Ռを見ۃΊΔઐ໳性でLSIのઃ計ࢧԉまでの対応を࣮ݱしています。

ಛੑ分෍

デバイスの電ؾతಛ性測定では、PASS�FAILのબผにͱどまΒͣ、AEC-2100などの信頼性試験લޙ
でのಛ性変動を೺ѲすΔたΊの౷計ॲ理も対応します。測定ڥ؀は温度ڥ؀試験システムʢサーモス
トリーマʣにより、温度ൣғʵ55ˆʙ150ˆです。

$pL（޻ఔ能力ࢦ数）
工ఔೳ力ʢPSocess�CaQabiliUZʣͱは、定ΊΒΕたن格ݶ度内で੡品を生࢈できΔೳ力の͜ͱで、ͦのධ
Ձを行͏ࢦ標͕工ఔೳ力ࢦ数です。Ұൠに�CQk�͕�1.���Ҏ上で͋Ε͹、工ఔೳ力ͱしてはे分です。

I/O領域
（トリガー注入側）

レベルシフト
領域

内部領域
（ラッチアップ発生箇所）

I/O
（-Trigger）

VDD_Core

Q3

Q2r4 r4

R4 R4

Q1

高温時

r2r1

R2R1
低温時

VDD_IOGND GND

Ϋラϯϓ電圧でラονアοϓ൑定を໔れΔέーε

温度ಛ定グラフྫ

֨نݧࢼ಺֎のラονアοϓࠃ

名֨ن
छ類

AEC-Q100
-004 Rev.C

JEDEC
JESD78B

JEITA
ED-4701

試験࣮ࢪ温度
ࣨ温 � ˓ ˓
อ証温度࡞େ動࠷ ˓ ˓ ˓ʢݸผʣ

端子ݻ定৚݅ All�Logic-
)igI�LoX

All�Logic-
)igI�LoX

lOom�miO
1৚݅

II)
ʦ6Aʧ

IIL
ʦ6Aʧ

70)
ʦ7ʧ

70L
ʦ7ʧ

ICC
ʦMAʧ

େ஋࠷ 0.099� ʵ0.0140 4.55�5 0.4110 14.4500
ฏۉ஋ 0.09�� ʵ0.0159 4.5259 0.4010 14.��71
খ஋࠷ 0.0977 ʵ0.02�0 4.49�4 0.4000 14.2400

ඪ४ภࠩ 0.0009 0.00�4 0.0�4� 0.0090 0.1455
$pL 5.�� 117.�2 �.00 4.5� 21.74

౷計ॲཧ例

ىく、ラッチアップ͕ߴ温では配ઢ抵抗͕ߴ
͜Δલに電圧͕クランプさΕてしまいます。
ͦの反面、低温では配ઢ抵抗͕低く、電圧͕
クランプさΕΔલにラッチアップ͕ͬ͜ىて
しま͏͜ͱ͕͋ります。
ˠ�結Ռߴ、 温試験ʢ࠷େ৚݅ʣのΈでは、ラッ

チアップ耐性͕良く見͑てしまいます。
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"&$�21�1に४ڌした信པੑධՁݧࢼ

AEC-2101は、トランジスタ΍ダイオードなどݸผ൒ಋମ向けのن格で、ҎԼの୅表తな試験߲໨に
対応しています。
また、試験にඞ要なボードなどڥ؀構ஙの࣮ࢪ。カーブトレーサー΍リニアテスター、ͦのଞ測定機
器を使用した試験લޙの電ؾతಛ性の取ಘも対応します。

"&$�22��に४ڌした信པੑධՁݧࢼ

AEC-2200は、抵抗、コンデンサー、コイル、ਫথ振動子などのड動෦品向けのن格で、ҎԼの୅表
తな試験߲໨に対応しています。さΒにコンデンサーなどは品छによりҟなΔ試験߲໨͕͋ります。
また、ଟذにわたΔ෦品΍品छに対応し、試験にඞ要なボードなどڥ؀構ஙの࣮ࢪ。マルチメーター、
LCRメーターなどの測定機器を使用した試験લޙの電ؾతಛ性の取ಘも対応します。

໨୅ද例߲ݧࢼの֨ن$�21�1&"
試験߲໨内容 記号 格ن照ࢀ

ストレス試験લޙの電ؾతಛ性取ಘ TEST データーシート、ユーザースペック
バイアス試験ٯ温ߴ )TR# MIL-ST%-750-1　M10��　MeUIod�A
温ॱバイアス試験ߴ )TF# +ES%22�A-10�
温ゲートバイアス試験ߴ )T(# +ES%22�A-10�
バイアス試験ٯ　湿ߴ温ߴ )�TR# +ES%22�A-101
湿　ॱバイアス試験ߴ温ߴ )T))# +ES%22�A-101
0/�0FF動࡞ण໋ I0L MeUIod�10�7
パワー温度サイクル PTC +ES%22�A-105
静電ഁյ試験　)#M
C%M ES% 2101-001
ഁյత෺理ղ析 %PA AEC-2101-004　SecUioO4
ワイヤーボンドڧ度 W#S MIL-ST%-750　MeUIod　20�7
ワイヤボンドシェアڧ度 #S AEC-2101-00�

໨୅ද例（λϯλϧおΑͼηラϛοΫίϯσϯα）߲ݧࢼの֨ن��$�22&"
試験߲໨内容 記号 格ن照ࢀ

ストレス試験લޙの電ؾతಛ性取ಘ TEST ユーザースペック
温放置ߴ )TS MIL-ST%-202　MeUIod　10�
温度サイクル試験 TC +ES%22�+A-104
ഁյత෺理ղ析 %PA EIA-4�9
湿バイアス試験ߴ温ߴ #) MIL-ST%-202　MeUIod　10�
温ण໋試験ߴ 0L MIL-ST%-202　MeUIod　10�
検査؍֎ E7 MIL-ST%-���　MeUIod　2009
ੇ法測定 P% +ES%22�+#-100
衝撃試験 MS MIL-ST%-202　MeUIod　21�
振動試験 7# MIL-ST%-202　MeUIod　204
൒ా耐熱性試験 RS) MIL-ST%-202　MeUIod　210
静電ഁյ試験 ES% AEC-2200-002　oS　IS0�%IS10�05

3�



4社の੡品にͭいてエンデュランス試験およͼ、リテンション試験を࣮ࢪしたྫࣄを঺հします。
ର৅ࢼྉ　eMMCʢA
#
C
%の計4社、/A/%�TZQe�MLCʣ

֓ ཁ

ಛ ௕

eMMCやSSDなどの不揮発性メモリーを使用したストレージデバイスは、騒音がない、PC
の起動時間が短い、読み書きが速い、衝撃に強い等、多くの利点があり、大容量化、多品
種化の進展により広範な装置で使用され、急速に市場が拡大しています。
OKIエンジニアリングでは、信頼性や性能評価に対応いたします。

● データシートに記載されていない不揮発性メモリの耐久性や性能評価が可能
● 不揮発性メモリの評価環境構築から試験実施、物理不具合解析までワンストップで対応
● SNIA SSS PTS ＊1規格に準拠した性能測定をeMMC、SDカード、SSDに対して実施

ΤϯσϡラϯεධՁ（書͑׵଱ੑ）

ਤ1　eMMCエンデュランスධՁ結Ռ

測定৚݅
● アドレスはシーケンシャルアクセス、書ࠐΈデータはAA�55パターンをeMMCશҬへ連ଓで書ࠐΈを܁りฦす。

݁Ռ
● ֤社の書͑׵耐性にࠩҟ͕͋り、A社͕ଞ社よりྼͬていΔ。ʢਤ1ʣ
˞A社　1000回ఔ度の書͑׵で不良発生。ʢҰൠతにMLC�は�000回Ҏ上の書ࠐΈ͕可ೳʣ

● A社は書ޮ͑׵཰WAFˎ4͕ଞ社ͱൺֱしてྼͬていΔ͜ͱ͕ਪ測さΕΔ。

ˎ1：S/IA�SSS�PTSʢ<S/IA�Solid�SUaUe�SUoSage�PeSGoSmaOce�TesU�SQecipcaUioO>
ストレージ業քの標準ஂମS/IA<SUoSage�/eUXoSkiOg�IOdusUoSZ�AsociaUioO>によͬてࡦ定さΕた不ش発性メモリの性ೳ試験仕様書。

ˎ2：eMMC内ଂ/A/%�FlasIは書͑׵回数に上͕͋ݶり、ͦの࣮力	ಡग़し�書͑׵耐性
を֬ೝすΔධՁ。
ˎ�：eMMC内ଂ/A/%�FlasIは書ޙ͑׵の放置によりデータ͕ش発すΔたΊ、ͦのデータอ࣋力を֬ೝすΔධՁ。
ˎ4：)0STかΒの書ࠐΈ量に対してeMMC内/A/%�FlasIへの書ࠐΈ量͕Կഒかで表ݱさΕΔ。

ϦςϯγϣϯධՁ（σーλอ࣋力）
測定৚݅
● eMMCશҬへ1000回書͑׵を࣮ڥ؀ˆ125、ޙࢪԼへ放置。ʢߴ温によΔՃ଎試験ʣ

݁Ռ
● A社eMMC͕୹時ؒのՃ熱でデータ͕ش発した。ʢਤ2ʣ

ਤ2　eMMCリテンションධՁ結Ռ

ৗԹ

Թߴ

ॻ͑׵ճ਺［ճ］

A社

B社

C社

D社

0 2000 �000 �000 �000 10000
加熱時間［H］

A社
B社
C社
D社
0 100 200

車ࡌ੡品化にඞਢの試験メニューをラインアップ

メϞϦϞδϡーϧのධՁ
〜ෆش発ੑメϞϦe..$ੑ能ධՁ〜

はͪ͜Βࡉৄ ⾣ https://www.oeg.co.jp/seNJcoO/eNNc.htNM

例1ɹe..$のΤϯσϡラϯεධՁˎ2・ϦςϯγϣϯධՁˎ3ࣄ
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 例2ɹ/7.eɹ44%のੑ能ධՁɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹࣄ

ˎ5：I0PSʢIOQuU ／ 0uUQuU�PeS�SecoOdʣ性ೳධՁは、1ඵ͋たりのಡΈ取り・書きࠐΈ回数を֤৚݅Լで計測します。
ˎ�：�LaUeOcZ性ೳධՁは、転送要ٻかΒ応౴までに要すΔ、௨信の஗Ԇ時ؒを֤৚݅Լで測定します。

A社の250(#��/7Me��SS%に対してS/IA�SSS�PTSن格のI0PSˎ5�、LaUeOcZˎ�性ೳධՁを࣮ࢪしました。

*014ੑ能ධՁ
測定৚݅
● アドレスはランダムアクセス、書ࠐΈデータはランダムパターン。
● #lock�Si[e：1024,i#��12�,i#��4,i#��2,i#�1�,i#��,i#�4,i#�0.5,i#
● R�W��MiY�：100�0
�95�5
��5��5
�50�50
��5��5
�5�95
�0�100
　　　　　　ʢ100�0�：Read100��WSiUe0�、�95�5�：Read95��WSiUe5�、ʜʣ
݁Ռ
● ֤社の書͑׵耐性にࠩҟ͕͋り、A社͕ଞ社よりྼͬていΔ。ʢਤ1ʣ
　˞A社　1000回ఔ度の書͑׵で不良発生。ʢҰൠతにMLC�は�000回Ҏ上の書ࠐΈ͕可ೳʣ
● A社は書ޮ͑׵཰WAFˎ4͕ଞ社ͱൺֱしてྼͬていΔ͜ͱ͕ਪ測さΕΔ。

ਤ�　A社　/7Me�SS%��I0PS測定結Ռ
　　ʢ表̍の結Ռをグラフ化ʣ

表1　A社　/7Me�SS%��I0PS測定結Ռ

-BteOcZੑ能ධՁ
測定৚݅
● アドレスはランダムアクセス、書ࠐΈデータはランダムパターン。
● #lock�Si[e：�,i#�4,i#�0.5,i#
● R�W��MiY�：100�0
��5��5
��0�100
● #lock�Si[e�4,i#ランダムライトを20miO࣮ࢪし、す΂てのアクセスタイムを記録すΔ。ʢώストグラム࡞成ʣ

݁Ռ
● #lock�Si[e͕�,i#�4,i#�0.5,i#でのLaUeOcZは、�.5ms ʙ 4msの応౴性ೳで͋Δ͜ͱ͕֬ೝさΕた	ਤ4
。
● ਤ5より�ResQoOse�Time	LaUeOcZ
のฏۉ஋は約�.5msۙ๣で͋Δ͕、࠷େ11msఔ度まで͹Βͭく͜ͱ͕֬ೝさΕた。

ਤ4　A社�LaUeOcZ�　#lock�Si[e
　　��,i#�4,i#�0.5,i#��100��WSiUe�ਪҠ

ਤ5��A社　LAT��ResQoOse�Time�ώストグラム

4�



はͪ͜Βࡉৄ ⾣ https://www.oeg.co.jp/eNc/BVto@eNc.htNM

ं載&.$ݧࢼ
IS0�IEC17025ೝ定試験所でࡍࠃతに௨用すΔ試験データをご提ڙ

֓ ཁ

ಛ ௕

高信頼性が求められる車載電子機器のEMC試験を、第三者公的認定試験所として、国際規
格試験・各自動車メーカー規格試験・個別の実力試験まで幅広く対応します。

● ご依頼者の立会いなしの依頼試験で、短納期、立会いコスト低減に貢献
● EMC技術を熟知したエキスパート（iNARTEエンジニア）による試験実施
● 認証機関（VCA）立会いのもとEマーク取得試験が可能

Ϩーμύϧεݧࢼ

์ࣹΤϛογϣϯ

ۙ઀রࣹݧࢼ（"8(/มௐ）

ಛघαーδݧࢼ (5&.ηϧݧࢼ

ެతೝ定֨ࢿ
● +A#ʢެӹஂࡒ法ਓ�೔ຊద合性ೝ定ڠ会ʣ
● 7CAʢӳࠃ車྆ࣜܕೝ可機ؔʣ
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/o ධՁ߲໨ 周波数ൣғ／仕様 ୅表ن格

1 放射エミッション 150k)[ʙ�()[　CISPR25�2021�Class5対応可
ʢ0E(スペック：9k)[ʙ�()[ʣ　AOOeY�I対応

CISPR25
+AS0�%00�
6/�R10
IS01�7��

2 ఻ಋエミッション 150k)[ʙ10�M)[　CISPR25�2021�Class5対応可
ʢ0E(スペック：100k)[ʙ200M)[ʣ

CISPR25
+AS0�%00�
IS01�7��

� ఻ಋ電流プローブ 150k)[ʙ245M)[　CISPR25�2021�Class5対応可
ʢ0E(スペック：10)[ʙ�.1()[ʣ

CISPR25
+AS0�%00�
IS01�7��

4 ա౉電圧測定 使用リレー：電子スイッチ：#S200/100
メカニカルリレー：#SM200/40

IS07��7-2
+AS0�%007
6/�R10
IS01�7��

5 ࣓քエミッション測定 10)[ʙ�0M)[
使用ループアンテナ：7�04
)F)2-;2
7405-901

MIL-ST%�4�1
ͦのଞ

� 容量性クランプ法 IS07��7-�用クランプ ͦのଞ
7 ストリップライン法 150k)[ʙ9�0M)[　50Њ�90Њ法ʢ150mmʣ CISPR25
� ਓମ͹く࿐ 1)[ʙ400k)[　ELT-400ʢOaSda੡ʣ100cm2��cm2 +AS0�%01�

9 ALSE法�アンテナ照射
レーダーパルス法

�0M)[ʙ200M)[：試験レベル　ʙ1507�mmʢਨ直ʣ
200M)[ʙ�()[：試験レベル　ʙ2007�m
1.2()[ʙ1.4()[�2.7()[ʙ�.2()[　ʙ�007�m

IS011452-2
+AS0�%011
6/�R10
IS01�7��

10 TEMセル法 10k)[ʙ400M)[：試験レベル　ʙ2007�m
ʢ0E(スペック：10k)[ʙ500M)[　ʙ2007�mʣ

IS011452-�
+AS0�%011
6/�R10
IS01�7��

11 (TEMセル法 10k)[ʙ�()[：試験レベル　ʙ2007�m ͦのଞ

12 #CI法
TWC法

1M)[ ʙ 400M)[：試験レベルʙ 200mA�#CI法
	0E(スペック：100k)[ ʙ 2()[�：試験レベルʙ 500mA

400M)[ ʙ �()[：試験レベルʙ ��d#m�TWC法

IS011452-4
+AS0�%011
6/�R10
IS01�7��

1� ストリップライン法 50Њ法���90Њ法
10k)[ʙ1000M)[：試験レベル　ʙ2007�m

IS011452-5
+AS0�%011
6/�R10
IS01�7��

14 ࣓քイミュニティ
%C：試験レベル　ʙ�000A�m
10)[ʙ200k)[：試験レベル　ʙ1000A�m
ループアンテナ
ϔルムϗルπコイル

IS011452-�

15 可ൖܗ送信器
2�M)[ʙ�()[：アンテナ耐入力　�0ʙ200W

ʢখ޿ܕଳҬアンテナ：��0M)[ʙ�()[ʙ20Wʣ
ʢബܕプレŖト޿ଳҬアンテナ：700M)[ʙ�()[ʙ�0Wʣ

IS011452-9

1� ա౉電圧試験
電源変動試験

電源ઢ：1
�1Qos
�1bis
�2a
�2b
��a
��b
�4
�5a
�5b
��

A-1
A-2
#-1
#-2
%-1
%-2
E
ॏ৞交流

信号ઢ：CCC
ICC
%CC

IS07��7-2
�
+AS0�%007
6/��R10
IS01�7��
IS0�1�750-2

17 ॠ断試験 電源ライン・信号ラインʢCA/
LI/等ʣ L7124

1� 静電ؾ試験法
試験レベル����ʶ0.2ʙʶ�0k7
定数：Rʹ��0Њ
2kЊ
500Њ　Cʹ150QF
��0QF
AOOeY�F用結合൘
表面電位計、微খギャップ放電

IS010�05�+AS0�%010

19 周波サージߴ
　インパルス／減衰振動波

試験レベル����ʙʶ2k7
ҹՃ方法����容量性結合、༠ಋ性結合 ͦのଞ

20 ಛघサージ 電源回࿏正・負サージ、耐༠ಋノイズ、L負荷回࿏઀ଓサージ ͦのଞ

21 トリプレート試験 周波数：10,)[ʙ1000M)[
試験レベル：ʙ2507�m SAE+111�-25

22 リバブレーション法 周波数：�0M)[ʙ�()[　試験レベル：ʙ10007�m
テストボリュームʢ有ޮ試験エリアʣ：�mʷ2mʷ1.7m

IS011452-11
IEC�1000-4-21

サイトのछྨ /o.2ʙ5
車ࡌ電波҉ࣨ

/o.�
車ࡌ電波҉ࣨ˞1 ノイズ試験ࣨ

EMI測定ڑ཭ 1m 1m ʕ
ൖ入ؒޱ W1.�mʷ)2.�m W1.�mʷ)2.�m W1.�mʷ)2.0m
シールド性ೳ 9k)[ʙ1�()[ 9,)ʙ40()[ ʕ

څڙ
電源容量

AC 100�2007
C7CF：�k7Aʷ2୆

100�2007
C7CF：�k7Aʷ2୆ 100�2007

%C �07��0A
5007��0A

�07��0A
7507��0A

10007��0Aʢ�0k7Aʣ

�07�50A
��7�100A

ରԠൣғݧࢼ

༷࢓ઃඋのݧࢼ

ं載電波҉ࣨ 測定ࣨ

ϊイζࣨݧࢼ ϦόϒϨーγϣϯνϟϯόー
˞1：チラーઃඋ׬උ
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ं載&.$31 /6 ݧࢼ�
格試験に対応しますن準6/�RegulaUioO�/o.10جೝ証ࣜܕ

֓ ཁ

ಛ ௕

国際的に認められている型式認証基準「UN Regulation No.10※1」の規格試験を、第三者
公的認定試験所として、中立・公平・信頼性の高い試験サービスを提供します。

● 認証機関※2立会いのもと電気／電子サブアセンブリ（ESA）のEマーク取得試験が可能
● 10m法電波暗室で車両のUN R10に準じた実力評価試験が可能
● EMC技術を熟知したエキスパート（iNARTEエンジニア）による試験実施

˞1　6/�R10：ࠃ連Ԥभࡁܦҕһ会のنଇ/o.10�電࣓ద合性にؔすΔ車྆ೝ可の౷Ұن定
˞2　7CAʢӳࠃ車྆ࣜܕೝ可機ؔʣ

ݧࢼ"4&

/o 試験߲໨ 周波数ൣғ�仕様 格ن

1 放射エミッション
測定周波数：�0M)[ʙ1000M)[
測定ڑ཭：1m
ଳҬエミッションڱ／ଳҬエミッション޿

AOOeY7
��

2 ա౉電圧測定 使用リレー：電子スイッチ：#S200/100
メカニカルリレー：#SM200/40 AOOeY10

� ALSE法 試験周波数：200M)[ʙ2()[
試験レベル：�07�m AOOeY9

4 TEMセル法 試験周波数：20M)[ʙ200M)[
試験レベル：757�m AOOeY9

5 #CI法 試験周波数：20M)[ʙ200M)[
試験レベル：�0mA AOOeY9

� ストリップライン法 試験周波数：20M)[ʙ200M)[
試験レベル：�07�mʢ150mmʣ AOOeY9

7 ա౉電圧試験 Pulse1
2a
2b
�a
�b
4 AOOeY10

༷࢓ॴɹݧࢼ$.&

˔ ं載電波҉ࣨ
・サイトのେきさ：L7mʷW�.5mʷ)�.�mʢࣨ内有ޮੇ法ʣ

ೳ力：%C10007��0Aʢ�0k7AʣɼC7CF：�k7Aڅڙେ電力࠷・

・測定ࣨのେきさ：L�.4mʷW7mʷ)2.7m

・ൖ入ؒޱ：W1.�mʷ)2.�m

ऩମٵऩମ：5面ٵ・

・用్：EMIʜエミッションɼEMSʜイミュニティશൠ
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ݧࢼ྆ं

/o 試験߲໨ 周波数ൣғ�仕様 格ن

1 放射エミッション 測定周波数：�0M)[ʙ1000M)[
測定ڑ཭：10m��m
�アンテナߴさ：�m AOOeY4
5

2 ఻ಋエミッション 測定周波数：150k)[ʙ�0M)[測定ϙート：AC
�௨信ઢ AOOeY1�
14

� 電源ߴௐ波 ௐ波࣍数：2ʙ40࣍を測定ߴ AOOeY11

4 電圧変動ٴͼフリッカ 長ظ／୹ظフリッカࢦ数の測定
相対定ৗ電圧変動／࠷େ相対電圧変動を測定 AOOeY12

5 放射イミュニティ
試験周波数：20ʙ2
000M)[
試験レベル：�07�mʢ無変ௐʣ
変ௐ方ࣜ：AMʢ20ʙ�00M)[ʣ
�PMʢ�00ʙ2
000M)[ʣ
˞車྆ʙアンテナؒのڑ཭は2mҎԼで࣮ࢪ

AOOeY�

� ファーストトランジェント・
バースト

試験波ܗ：ʶ2k7ʢཱ上り5Os
�パルス幅50Os
�パルス周5ظk)[ʣ
試験ϙート：AC
�௨信／੍御 AOOeY15

7 ཕサージ 試験波ܗ：ʶ0.5ʙ2k)[
モード：コモン／ノーマル
位相：0 
˃�90 
˃�1�0 
˃�270 
˃�ҹՃ回数：5回 AOOeY1�

༷࢓ॴɹݧࢼ$.&

˔ ୈೋ1�N๏電波҉ࣨ
・サイトのେきさ：L19mʷW10mʷ)�mʢࣨ内有ޮੇ法ʣ

相12k7AʢMaY1�k7Aʣɼ%C1007��0Aࡾ／ೳ力：୯相څڙେ電力࠷・

・ターンテーブル：ʦ直ܘʧ5m��mɼʦ積ࡌॏ量ʧ�U�1Uɼʦ஍Լピットʧ͋り

・測定ࣨのେきさ：L5mʷW5mʷ)�m

・ൖ入ؒޱ：W�mʷ)�m

ऩମٵऩମ：5面ٵ・

・用్：EMIʜエミッションɼEMSʜイミュニティશൠ

˔ ୈೋγーϧυϧーϜ
・サイトのେきさ：L10mʷW�mʷ)�m

相12k7Aɼ%C5007��0Aࡾ／ೳ力：୯相څڙେ電力࠷・

・シールドޮՌ：100d#Ҏ上

・ൖ入ؒޱ：W1.�mʷ)2.�m

・用్：EMIʜエミッションʢ఻ಋ๦֐ɼ๦֐電力ʣ
EMSʜイミュニティશൠʢ放射無ઢ周波数電࣓քআくʣ
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ϦόϒϨーγϣϯνϟϯόーݧࢼ
電࣓োڥ؀֐を໛擬した試験でଟذにわたΔニーズに対応します

ϦόϒϨーγϣϯνϟϯόー（ଟํ޲電࣓波ڥ؀）

֓ ཁ

ಛ ௕

屋内外等で発生する携帯通信電波等のマルチパスを模擬した実生活環境に近い電磁環境を
模擬して、電磁耐性試験を行います。

● 80MHz〜6GHzの周波数範囲で高電界強度の試験が可能
● テストボリューム（3.0m×2.0m×1.7m）
● 部品、ユニット、装置などの電波相互干渉を模擬した試験が可能

電քフィールド

˔ ઃඋ༷࢓
・対応周波数：�0M)[-�()[ʢ1�()[ʣ

・シールドੇ法：W4.�4mʷL�.�7mʷ)�.77m

・ドアੇ法：W1.2mʷ)2.1�m
˔ ςετϘϦϡーϜ（༗ޮݧࢼΤϦア）
・周波数100M)[-�()[：�mʷ2mʷ1.7m

ओなద༻֨ن
分໺ 格ن

車ࡌ用電子機器 IS011452-11
用電子機器܉ MIL-ST%-4�1

用電子機器ۭߤ RTCA�%01�0

実ڥ؀では、ো֐෺にΑΔ
൓ࣹ波（Ϛϧνύε）͕ଟ数ଘࡏ

γϛϡϨーγϣϯ

リバブレーションチャンバーは、内෦で放射さ
Εた電քフィールドを機ցࣜの᎟

かく

፩
はΜ

機
き

を用い、
内装表面を反射させΔ͜ͱにより、等方性のۉ
࣭な電քフィールドを࡞りग़し、機器のධՁを
行います。

https://www.oeg.co.jp/
 お問い合わせ先 　Email：oeg-emc-div@oki.com　TEL：0495-22-�411
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γϩΩαϯڥ؀தでの機器଱ݧࢼٱ（γϩΩαϯ๫࿐ݧࢼ）

ো֐発生のݱ࠶΍対ޮࡦՌのධՁなどを໨తͱしています。
低分子シロキサンҰ定濃度ڥ؀でリレー、モーターなどの耐ٱ試験͕࣮ࢪ可ೳです。

˒幅޿い濃度ௐ੔͕可ೳ
　ʢ0.1ʙ500QQm・%4使用ʣ
˒試験࣏具の੡࡞も可ೳ

エアシリンダーなどを使用して、対৅機器の
スイッチなどをԡす࣏具などを੡࡞கします。
様ʑな要ٻに対応可ೳです。
・スイッチをԡす回数・ԡしていΔ時ؒ
・཭していΔ時ؒ ・ԡすスピード
・ԡす角度

はͪ͜Βࡉৄ ⾣ https://www.oeg.co.jp/eOW@NeBs/sJ�o.htNM

௿分ࢠγϩΩαϯղ析・๫࿐ݧࢼ
低分子シロキサンにؔすΔ試験・分析・ղ析はおまかせください

֓ ཁ

ಛ ௕

低分子シロキサンは、シリコーン製品から発生します。電子部品の接点動作環境では、開
閉時に生じるスパークによってSiO2に変化し、接点障害を引き起こします。
低分子シロキサンによる接点障害に関する様々なニーズにお応えする解析・試験です。

低分子シロキサンの障害で、原因・発生箇所の特定などに加え、暴露試験による再現性試
験など、様々なサービスをワンストップでご提供

● ઀఺োݪ֐Ҽのղ析：઀఺の࡯؍
ҟ෺の成分分析など
● தの低分子シロキサン濃度を測定ڥ測定：使用؀ڥ؀ؾۭ
● 材ྉධՁ：材ྉかΒ発生すΔ低分子シロキサンを定量
● ๫࿐試験：低分子シロキサンҰ定濃度ڥ؀Լで઀఺։ดの耐ٱ試験を࣮ࢪ

๫࿐試験槽ʢྫʣ

カーナビ等

๫࿐試験槽 エアシリンダー

エアシリンダー

エアシリンダーなど
により、スイッチを
ԡす࣏具などの੡࡞
も可ೳです。

઀఺োݪ֐Ҽのղ析

઀఺ো͕֐発生し、ௐ査したͱ͜Ζ、઀఺上にҟ෺͕付ணしていΔ͜ͱ͕分かりました。また、ҟ෺
分析を行͏ͱSi02で͋Δ͜ͱ͕֬ೝさΕたたΊ、低分子シロキサンによΔ઀఺ো֐をٙいました。

ͦ͜で、リレー周ลの使用
෦材などに低分子シロキサ
ンを対৅ͱしたアウトガス
分析をして、ݪҼ材ྉをಥ
きࢭΊました。ղܾࡦͱし
てೋ࣍Ճེॲ理ʢ熱ॲ理ʣ
などのご提案をしました。

光ֶ顕微鏡࡯؍

SEM૾

0

4&.૾
Ϛοϐϯά分析

Si

C
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ҟ෺ղ析ख๏

૸査ܕ電子顕微鏡
ʢSEMʣ

電子ઢマイクロアナライザー
ʢEPMAʣ

ガスクロマトグラフ
࣭量分析装置	(C�MSʣ

੺֎分光分析装置
ʢFT-IRʣ

顕微FT-IR

T0F-SIMS

SEM-E%X

EPMA

FT-IR

(C�MS

E%X

SEM-E%X

SEM-E%X

EPMA

E%X

100ЖmҎ上

光୔成分֬ೝ

ҟ෺を࡯؍しܗঢ়、ঢ়ଶを֬ೝ

100ЖmҎ上

/0

/0

:&4 /0 :&4

:&4
光୔͋り光୔なし

マイクロスコープ 光ֶ顕微鏡　SEM

顕微FT-IR

T0F-SIMS

FT-IR

(C�MS
༗機系

SEM-E%X

EPMA

E%X

SEM-E%X

SEM-E%X

EPMA

E%X
ແ機系

はͪ͜Βࡉৄ ⾣ https://www.oeg.co.jp/eOW@NeBs/sVC.htNM

ҟ෺ղ析
明しますڀҼをݪ൘などの不具合のج

֓ ཁ

ಛ ௕

電子部品で発生する不具合※の多くは異物が原因によるものです。異物を定性分析すること
で、その物質が混入した経路や経緯を特定する不具合原因の解析を行います。

˞ಋ௨不良΍、光ֶレンズのくもりなど

●  異物の性状に合わせた適切な分析手法の選定
●  得られた結果から不具合原因を特定
●  不具合原因の対処方法をご提案
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ࡐྉ΍ࠝแࡐ Β͔発生すΔེԫ系ア΢τΨε分析
ེԫܥガスにؔすΔ分析・ղ析はおまかせください

ϔουεϖーεΨεΫϩϚτάラϑ'1%๏

֓ ཁ

ಛ ௕

銀や銅で構成されるLED素子や電子部品は、極微量濃度の硫黄系ガスの存在下でも硫化が
進み、腐食や絶縁不良などを引き起こす原因となります。
硫黄系ガスは、製品を構成する材料や梱包材などから発生する場合があります。
OKIエンジニアリングでは、構成材料や梱包材から発生するアウトガスを分析することに
より、硫黄系ガスの発生源を特定します。

● 測定物質は、硫黄系ガス（硫化カルボニル、硫化水素、二硫化炭素、メチルメルカプタン、
二硫化ジメチルなど）です。

● 構成材料からの硫黄系ガス発生調査に非常に有効な分析手法です。

ガスクロマトグラフへ

密封容器に試料を入れ密栓し加熱、発生したガス成分を採取しガスクロマトグラフで分析します

試ྉを容器へ ີખ Ճ熱・ガス発生 ガス࠾取

温૧߃

ダンボール
電子෦品

LE%
：

など

)S-(C-FP%分析装置

4�



3o)4ʗ3&"$)なͲؚ༗Խֶ෺࣭ௐࠪ
τϐοΫε：cIemS)ERPAデータはグローバル化対応のたΊ、202�೥ౙまでに੡品໊�֊૚໊�෦品

໊শの೔ຊޠ表記などશ角จ͕ࣈ使用不可ͱなります
શ角จࣈを使用さΕていΔ৔合はಡΈࠐΈエラーになΔたΊ、ご注意ください
cIemS)ERPAデータ変׵サービスをご提ڙしております

電子部品の環境／技術情報収集をお客様に代わり調査することで、製品開発工数の削減、
短納期化をサポートします。

● 各種指令・法令・お客様のご要望に適切な調査方法をご提案
● 情報収集だけでなくRoHSⅡ判定、Technical Document（CEマーク対応）の作成を支援
● SCIP判定、SCIP情報収集、登録データ作成を支援

֓ ཁ

ಛ ௕

ɹɹࣾو 0,*ΤϯδχアϦϯά ෦品メーカー

ௐ査対৅・フォーマット等のࣄલ֬ೝ

෦品Ϧετ࡞੒

ௐࠪ݁Ռडྖ

ௐࠪථ࡞੒

ௐࠪථ回౴֬ೝ

ௐࠪ։࢝

回౴記入

ௐ査୅行のྃঝ・खॱのࣄલ੔合

֤छ問い合わせ回౴・ਐ௙ঢ়گにより対応ٞڠ

● 業ք標準書ࣜのcIemS)ERPA΍、お٬様ಠ自書ࣜなどશてのௐ査書ࣜに対応
ʢ+AMP-AISなどچ業ք標準書ࣜかΒのcIemS)ERPA書ࣜへの変׵等も対応可ೳʣ

● ऩूデータू計によΔRo)S�REAC)判定、ଞ書ࣜへの書͑׵もサϙート
● ऩूデータよりCEマーク自己એݴのTecIOical�%ocumeOU�エビデンスࢿྉ、SCIP৘ใの࡞成サϙート
● cIemS)ERPA成分৘ใ・९法判断৘ใ　ͦΕͧΕにͭいてデータチェック͕可ೳ

ถࠃTSCA੍ن　P#T5෺࣭ʢ˞ʣ΍ԤभREAC)نଇで有機フッૉ化合෺ʢPFASྨʣを੍ن化すΔ動向͕͋り、
ؔ連すΔ෺࣭のڥ؀৘ใऩूのニーズ͕ߴまͬています
ಛにPFASは୸ૉͱフッૉ等のݩૉ͕結合した有機化合෺の૯শでPF0S΍PF0Aなどの数ઍछྨの化ֶ෺࣭͕
͋ΔͱいわΕており、熱にڧい、ਫ༉をはじくͱい͏ಛ性かΒ様ʑな੡品に使用さΕています
cIemS)ERPA書ࣜにてTSCAௐ査・PFASௐ査もサϙートいたします
ご不明な఺・ご要望ご͟いましたΒԿなりͱご相ஊください

　ʢ˞ʣPIPʢ��1ʣリンࢎトリスは2024೥10݄຤まで੍ن༛༧ؒظ

はͪ͜Βࡉৄ ⾣ https://www.oeg.co.jp/eMe�pBSt/JOEeY.htNM

電ࢠ෦品のڥ؀ʗٕज़৘ใௐࠪ
ௐ査、੡品։発工数の࡟減、୹納ظ化をサϙート

cheN4)&31"੒分 cheN4)&31"९๏
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https://www.oeg.co.jp/
 お問い合わせ先 　Email：oeg-QaSUs-div@oki.com　TEL：04�-420-7129

੡଄தࢭ෦品・֬ੑڅڙೝௐࠪ
● ৘ใにͭいて৘ใをऩूࢭ৽の෦品੡଄த࠷
● ੡଄தࢭ৘ใだけでなく、ߟࢀリードタイム・֦ൢඇਪ঑・メーカࢦ定୅ସ品の৘ใもऩू

/o 型   式 品໨൪号 名   শ ੡଄メーカ 入先ߪ

੡଄தࢭ৘ใのௐࠪ݁Ռɹᶃ〜ᶆのいͣれ͔֘౰Օॴに˔ҹにͯ
ᶃ ᶄ ᶅ ᶆ උ         ߟ

੡଄தࢭ
計ըແし

にط
੡଄தࢭ

̒ϲ݄Ҏ಺
੡଄தࢭ

̍೥Ҏ಺
੡଄தࢭ

（ௐࠪաఔで஌りಘた
୅ସ品৘ใ
ΫϨϯδϯά
にΑΔ正式型式৘ใ 等）

1 A#C-EF( 111-222 コンデンサ ˓˚電機 ˓˓ਫ਼機᷂ 　●　

2 A#C-)I+ 111-��� コンデンサ ˓˚電機 ˓˓ਫ਼機᷂ 　●　 111-555

� A#C-,LM 111-444 ダイオード ˓˚電機 ˓˓ਫ਼機᷂ 　●　

4 12�-45� AA-##-CC IC ᷂̖̖̖ ᷂̘̘̘ 　●　 ৽࠾ن用をਪ঑しない

୅ସ෦品ௐࠪ
● ڙできΔコンパチブルな୅ସ෦品৘ใをご提͕͑׵で෦品置ߋの仕様変ݶ低࠷
● ௐ査は1෦品かΒ対応。ಛٸ対応もਃしडけます。

ௐࠪ෦品৘ใ ओཁੇ๏（̼̼）
۠分 メーカ型൪ 分類 メーカ名 ࠃ ύοέーδछ類 ੇ๏ਤ 5 -1 -2 8 1

行品ݱ
�	ௐ査ݩ
 AXXXX 抵抗内ଂܕ

P/Pトランジスタ ˓˓電ؾ ೔ຊ SC-75A
�PiO

1�I/	ベース

2�(/%	エミッタ

��06T	コレクタ


0.7ʶ0.1 0.�ʶ0.1 1.�ʶ0.2 1.�ʶ0.2 0.5

୅ସ品
ީิ #XXXX 抵抗内ଂܕ

P/Pトランジスタ A#C工業 ถࠃ S0T-52�
�QiO

1�I/
2�(/%
��06T

0.�
ʴ0.1�ʵ0.2 0.�ʶ0.05 1.�ʶ0.15 1.�ʶ0.1 0.5

୅ସ品
ީิ CXXXX 抵抗内ଂܕ

P/Pトランジスタ %EF電機 オランダ SC-75
�QiO

1�ベース
2�エミッタ
��コレクタ

0.�ʙ0.95 0.7ʙ0.9 1.45ʙ1.75 1.4ʙ1.� 0.5

ฆ૪߭෺ௐࠪ
● ฆ૪߭෺ʢタンタル・ऎ・タングステン・ۚʣおよͼ֦張߭෺	コバルト・マイカ等
のௐୡルート

を業ք標準ʢCMRT�EMRTʣ書ࣜにて৘ใऩू
● ෦品ݸʑのCMRT�EMRTデータチェック΍SmelUeS�LisUਫ਼࿉所৘ใのॏෳू約ʢ໊دせʣなどもサϙート

ಉ͡ਫ਼࿉ॴ৘ใ͕ॏෳ記入されたり、
ϑΥーϚοτ৘ใ͕記入された回౴もچ り͋ます

ॏෳू໿（名دせ）します

5�



֓ ཁ

ಛ ௕

研究、製造、試験・検査など各工程において様々な計測器が使用されています。これらは正
確な測定をするために定期的な校正が必要です。ISO/IEC17025認定の高品質な校正サービス
を提供し、引取・出張校正対応、校正周期管理など計測器管理を総合的にサポートします。

● ISO/IEC17025認定取得（A2LA・JCSS）、50年の実績と確かな品質
● 国家標準へトレーサブルな体系を確立した校正
● メーカーを問わない計測器の校正

Ұׅडୗ
ア΢τιーγϯά

ಛٸରԠ
୹�営業೔࠷

؅ཧαーϏε
校正時ظの連絡

ग़ு校正
೔も対応ٳ

納ظ
標準：2िؒ

引取納品
無梱包で可

はͪ͜Βࡉৄ ⾣ https://www.oeg.co.jp/LeJsoLV/JOEeY.htNM

計測器校正
計測器؅理を૯合తにサϙート

"2-"
A2LA�ʢAmeSicaO�AssociaUioO�GoS�
LaboSaUoSZ�AccSediUaUioOʣ　
ถࠃ試験所ೝ定ڠ会

+$44
+CSS�ʢ+aQaO�CalibSaUioO�SeSvice�SZsUemʣ�
計量法にͮجく೔ຊの校正ࣄ業者ొ録ʢೝ定ʣ੍ 度

当社は、認定基準としてJIS Q 17025（ISO/IEC 17025）を用い、認定
スキームをISO/IEC17011に従って運営されているJCSSの下で認定され
ています。JCSSを運営している認定機関（IAJapan）は、アジア太平
洋試験所認定協力機構（APLAC）及び国際試験所認定協力機構（ILAC）
の相互承認に署名しています。
当社校正室は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0055は、当
校正室の認定番号です。

˞A2LA・+CSS校正はೝ定さΕた校正ϙイントで対応いたします。
。はご相ஊくださいࡉৄ

電圧、電流
電力測定器

デジタルマルチメーター 標準電圧電流発生器
デジタルパワーメーター 漏洩電流計
RFパワーメーター／センサー クランプオン電流計

発振器、電源
信号発生器

標準信号発生器 ファンクションジェネレーター
シンセサイザー ノイズシミュレーター
直流安定化電源 定電圧、定電流発生器

分析器
波ܗ測定器

スペクトラムアナライザー ネットワークアナライザー
EMIテストレシーバー デジタルオシロスコープ
周波数カウンター データロガー

回࿏定数等
測定器

標準抵抗器 標準コンデンサー 	+CSS


可変抵抗器 LCRメーターʢ+CSSʣ
ಉ࣠可変減衰器 インピーダンスアナライザー	+CSS


EMCؔ連機器
LIS/ カレントプローブ
IS/、C%/ ཕサージシミュレーター
EM�CLAMP バースト試験器

温湿度ؔ連
機ցܥ

恒温恒湿槽 温度データロガー
温度サイクル槽 トルクレンチ
熱衝撃試験槽 歪ʢͻͣΈʣ計

*40/*&$1��25ೝ定校正実施可能機器

Certificate #4727.01

*401��25ೝ定ऀۀࣄͱしͯ、ࡍࠃඪ४΁τϨーαϏϦςΟ͕֬อされた校正を実施します。
*"5'16�4�（ࣗಈं関係）、*40134�5（ҩྍ関係）、電波๏なͲの校正にରԠします。
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校正可能測定器例（記載のないものは、ぜひお問い合わせください）

計測器校正の流れ（お問い合わせ〜納品まで）

https://www.oeg.co.jp/
 お問い合わせ先 　Email：oeg-keisoku-div@oki.com　TEL：0495-22-7112

電圧・電流・電力測定器
標準電池
表面電位計
RMS電圧計
クランプオン電流計
漏洩電流計
標準電圧電流発生器
デジタルマルチメーター
デジタルパワーメーター
RFパワーメーター
直流・交流 電圧電流計

回路定数等測定器
標準抵抗器
可変抵抗器
標準コンデンサー
キャパシタンスブリッジ
容量計
標準自己インダクタンス
可変抵抗減衰器
擬似ケーブル
フィルター
ミリオームメーター
LCRメーター
インピーダンスアナライザー
絶縁・耐圧試験器

電源関係装置
直流安定化電源
定電圧・定電流電源
電子負荷装置

温度・湿度関連装置
温度計・湿度計
温度記録計

表面温度計
デジタル温度計
放射温度計
サーモグラフィ
熱電対
恒温恒湿槽
熱衝撃試験槽
冷熱衝撃装置
超低温恒温恒湿器槽
プレッシャークッカー
クリーンオーブン
自記記録温度計

発振器・信号発生器
標準周波数発生器
シンセサイザー
標準信号発生器
ベクトル信号発生器
スイープジェネレーター
パルス発生器
ファンクションジェネレーター
白色雑音発生器
ノイズシミュレーター

分析器（アナライザー）
スペクトラムアナライザー
FFTアナライザー
ロジックアナライザー
プロトコルアナライザー
オーディオアナライザー
モジュレーションアナライザー
ネットワークアナライザー
周波数・時間・波形測定器
ユニバーサルカウンター

周波数分析器
位相計
ミリセコンドメーター
デジタルオシロスコープ
デジタルメモリースコープ
ストップウォッチ

光関連装置
光パワーメーター／センサー
光減衰器
光マルチメーター
光源・可変波長光源
光波長計
光スペクトラムアナライザー
光チャンネルセレクター
光方向性結合器
光終端器
光反射測定器
光増幅器
光プレシジョンリフレクトメーター

記録装置
X-Yレコーダー
ハイブリッドレコーダー
データロガー

増幅器
直流増幅器
電力増幅器
RF増幅器

半導体関連装置
LSIテストシステム
オートハンドラー
ウエハープローバー
バーンインシステム

機械系
ノギス
マイクロメーター
トルクメーター
トルクアナライザー・テスター
トルクドライバー・レンチ
工具顕微鏡・投影機
秤・電子天秤
プッシュプルスケール
テンションゲージ
ピンゲージ
ダイヤルゲージ
ハイトゲージ
変位計
動／静歪計
膜厚計
圧力計
角度計・プロトラクター
傾斜計

その他
騒音計
照度計
電話試験器
モデムテスター
符号歪測定器
PCMテスター
ベルト張力計
回転計
反射濃度計
PXI計測ボード
振動計

品名・型式・メーカー名をご連絡いただければ、すぐにお見積いたします。お気軽にご連絡ください。

1 お問い合わせ ● お電話、Web、電子メール、FAXなどにてお問い合わせください。

2 お打合せ・お見積り ● 御社のご要望に応じた校正方法を提案し見積書をご提示します。
● 引取り納品方法をお打ち合わせさせて頂きます。

3 ご注文 ● 弊社営業担当者にご連絡ください。
● 弊社校正依頼書にご記入の上、FAXなどで送付頂いても結構です。

4 測定器引取り ● 弊社所有車または契約運送会社により無梱包にて引取いたします。
● 宅配便でもお預かりいたします。クッション材使用など梱包にご注意ください。

5 校正実施 ● 校正内容はメーカー仕様等により良否判断をしています。
● 不合格時、メーカーへの修理依頼なども行います。

6 納入書類・測定器納入 ● 検査成績書／校正証明書、トレーサビリティチャートを発行いたします。
● ご希望により、校正ラベルを貼付けいたします。
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˟179-00�4　౦ژ౎࿅അ۠ණ઒୆�-20-1�
　� � �  � � � � 　୅表　TEL. 0�ʢ5920ʣ2�00
　� � �  � � � � 　　　　6RL��https://www.oeg.co.jp/

ೝ定֨ࢿ αーϏεར༻のごҊ಺
お客様の求める高品質を実現します。
お客様のお困りごとを解決できる
ご提案をகします。
ご要望に応じて、オンラインでのご相ஊ、
立ち会い試験・解析も承っております。
お気ܰにご相ஊください。

� 0ki EOgiOeeSiOg Co.
LUd.��+.202�.10

1. お問い合わせ

0,Iエンジニアリングのϗームページの
お問い合わせかΒおਃしࠐΈください。
https://www.oeg.co.jp/coNpBOZ/
sVppoSt.htNM

E-mail：oeg�weC�BEN!oLJ.coN
でもडけ付けております。

2. 打ち合わせ・お見積もり

お٬様のご要望に応じた、試験・ධՁ・ղ析・分析・
校正・ௐ査方法をご提案し、お見積もりをご提示いた
します。

�. ご依頼

見積書をご֬ೝޙ、注จ書等およͼ対৅試ྉ等をお送
りください。

4. 試験・ධՁ・ղ析・分析・校正・ௐ査

ご依頼内容に応じた、試験・ධՁ・ղ析等を࣮ࢪいた
します。

5. ごใࠂ・納品

試験・ධՁ・ղ析等終ྃޙにใࠂ書を提ग़、校正品を
納品いたします。ご要望に応じ、ग़張ใࠂまたはઆ明
会なども࣮ࢪいたします。

�. おࢧ෷い

おࢧ෷い৚݅にͮجき、当社ࢦ定࠲ޱにお振ࠐΈいた
だきます。

ファミリーマートファミリーマートサミットサミット

 お問い合わせ先 

● ISO 9001の認証登録
ొɹɹ࿥ɿ1���೥�݄21೔
ొ࿥൪߸ɿ2C��+1001ʢ+AC0ʣ
ରɹɹ৅ɿ�ຊ社ʢ౦ژʣ͓Αͼ

αʔϏεڌ఺ʢ࿵ɺຊঙɺ౦ཹٱถʣ

● ISO 14001の認証登録
ొɹɹ࿥ɿ1���೥2݄2�೔
ొ࿥൪߸ɿ&C��+20�2

● IECQ独立試験所の認証取得
ೝɹɹఆɿ1���೥11݄2�೔
ೝఆ൪߸ɿ*&C2�- +2A+1 1��0002

● JAB試験所認定取得
ʢ*40�*&C 1�02�ɿ201�ʹΑΔʣ
ೝɹɹఆɿ2010೥�݄�೔ʢ&.Cݧࢼॴʣ
ೝఆ൪߸ɿ35-0�100
ೝɹɹఆɿ201�೥12݄1�೔ʢݧࢼڥ؀ॴʣ
ೝఆ൪߸ɿ35-0��10

● A2LA校正機関として認定取得
ೝɹɹఆɿ201�೥�݄�೔
ೝఆ൪߸ɿ��2��01
ରɹɹ৅ɿ&.*ςετϨγʔόʔɺ
ɹɹɹɹɹσδλϧϚϧνϝʔλɺ
ɹɹɹɹɹΦγϩείʔϓɺ߃Թ࣪߃૧౳

˔ 計ྔ๏にͮجくొ録ऀۀࣄおΑͼ3.ࡍࠃ"ରԠೝ定ऀۀࣄ
ॳ回ొ録೔：1995೥�݄21೔
ొ 録 ൪ 号：0055
ొ録に܎Δ۠分：

電ؾʢ直流・低周波ʣ、電ؾʢߴ周波ʣ、
ͼ回転଎度ٴͼ電࣓ք、時ؒ・周波数ٴ　
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